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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -
Part 14: Sectional specification —

Fixed capacitors for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains
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FOREWORD

hternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardizatien'cd
ptional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC s to

nd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Speci
hical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter,referred to
Cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC Natignal Committee i
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental 3

ment between the two organizations.

ensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts aresmade to ensure that the technical contej
Cations is accurate, IEC cannot be held responsibleor the way in which they are used o
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC Natiohal Committees undertake to apply IEC Puh
barently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any di
ben any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind
tter.

tself does not provide any attestatiop~of conformity. Independent certification bodies provide ¢

es carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they fiaye the latest edition of this publication.

hbility shall attach to IEC or, its directors, employees, servants or agents including individual exp
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property d4
hses arising out Of ythe publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Cations.

tion is drawn/to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publig
ensable for\the correct application of this publication.

mprising
promote

ational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

ications,
as “IEC
terested
nd non-

nmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepafatien. IEC collaboratef closely
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by

brmal decisions or agreements of IEC on technical matters express$, as nearly as possible, an intefnational

from all

National
t of IEC
for any

lications
ergence
icated in

nformity

sment services and, in some areasjy.access to IEC marks of conformity. IEC is not responsibl¢ for any

erts and
mage or

damage of any naturg® whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

her IEC

ations is

tion is- dfawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
t rights! IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ee 40:

This fourth edition cancels and replaces the third edition published in 2005. It constitutes a
technical revision. All changes that have been agreed upon can be categorized as minor
revisions.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/2199/FDIS 40/2232/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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A list of all the parts of the IEC 60384 series, published under the general title Fixed
capacitors for use in electronic equipment, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

¢ reconfirmed,
¢ withdrawn,

Al e
i repraceaoy-atrevseaeatton;of

¢ amended.

The coptents of the corrigendum of April 2016 have been included in this copy.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 14: Sectional specification —
Fixed capacitors for electromagnetic interference
suppression and connection to the supply mains

1 General

1.1 jcope
This pgrt of IEC 60384 applies to capacitors and resistor-capacitor combinations$ which
connected to an a.c. mains or other supply with nominal voltage not exceeding 1 00(

(r.m.s.)or 1 000 V d.c. and with a nominal frequency not exceeding 100 Hz.
1.2 Object
The pftincipal object of this part of IEC 60384 is to prescribe preferred rating

characferistics and to select from |EC 60384-1, the appropriate quality asse
ires, tests and measuring methods and to give general performance requiremgnts for

proced

this tyge of capacitor. Test severities and requirements_prescribed in detail specifi
referring to this sectional specification will be of equal Jor higher performance level
performance levels are not permitted.

This st

in counitries where approval by such stations is\required.

The oviervoltage categories in combination with the a.c. mains voltages for the cag

classifi

1.3 Normative references

The fol

are indjspensable for its-application. For dated references, only the edition cited appli

undate
amend

hndard also provides a schedule of safety,tests to be used by national testing s

bd in this standard should be taken from IEC 60664-1.

owing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this docum

j references, ~the latest edition of the referenced document (includin
ments) applies.

will be
V a.c.

ys and
ssment

cations
. lower

tations

acitors

ent and
es. For

g any

hd test

IEC 60060-1:2010, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions a
requirements

|IEC 60063—Proforred numberseriosforresistorsand-capacitors

IEC 60065:2001, Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements

Amendment 1:2005
Amendment 2:2010

IEC 60

IEC 60

068-1:1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance

068-2-17, Environmental testing — Part 2-17: Tests — Test Q: Sealing

IEC 60384-1:2008, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1. Generic
specification

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment
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IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests

IEC 60695-11-10, Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and
vertical flame test methods

IEC 60940, Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and
complete filter units for radio interference suppression

IEC 61193-2, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling plans for
inspection of electronic components and packages

IEC 61210, Connecting devices — Flat quick-connect terminations for electrical coppe
conducfors — Safety requirements

CISPR|17, Methods of measurement of the suppression characteristics, of passive EMC
filterind devices

ISO 70P0, Graphical symbols for use on equipment — Index and synRopsis

1.4 Information to be given in a detail specification

Detail gpecifications shall be derived from the relevant blank detail specification.

Detail $pecifications shall not specify requirements<inferior to those of the generic, sectional
or blank detail specification. When more severéirequirements are included, they shall be
listed i 1.9 of the detail specification, and indicated in the test schedules, for examplg, by an
asterisk.

The following information shall be givensin each detail specification and the values |quoted
shall preferably be selected from the_appropriate clause of this sectional specification.

NOTE The information given in 1.4.1_may, for convenience, be presented in tabular form.
1.4.1 Outline drawing and dimensions

There ghall be an illustration of the capacitor as an aid to easy recognition and for comparison
of the|capacitor with—others. Dimensions and their associated tolerances, whichl affect
interch@ingeability.and mounting, shall be given in the detail specification. All dimensions shall
preferaply be stateéd in millimetres; however, when the original dimensions are gjven in
inches,|the converted metric dimensions in millimetres shall be added.

Normally,the numerical values shall be given for the length, width and height of the bqdy and
the wire spacing, or for cylindrical types, the body diameier and the Tength and diameter of
the terminations. When necessary, for example when a number of capacitance values/voltage
ranges are covered by a detail specification, their dimensions and their associated tolerances
shall be placed in a table below the drawing.

When the configuration is other than that described above, the detail specification shall state
such dimensional information as will adequately describe the capacitor. When the capacitor is
not designed for use on printed boards, this shall be clearly stated in the detail specification.

1.4.2 Mounting

The detail specification shall specify the method of mounting to be applied for normal use and
for the application of the vibration, bump or shock tests. The capacitors shall be mounted by
their normal means. The design of the capacitor may be such that special mounting fixtures
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are required in its use. In this case, the detail specification shall describe the mounting
fixtures and they shall be used in the application of the vibration, bump or shock tests.

If recommendations for mounting for "normal” use are made, they should be included in the
detail specification under "1.8 Additional information (Not for inspection purposes)". If
recommendations are included, a warning can be given that the full vibration, bump and shock
performance may not be available if mounting methods other than those specified in 1.1 of the
detail specification are used.

1.4.3 Ratings and characteristics

The ratings and characteristics shall be in accordance with the relevant clauses of this
specifigation, together with the following.

1.4.3.1 Nominal capacitance range

The prégferred range of capacitance values should follow 2.2.1 of this standard:

When products approved to the detail specification have different\ranges, the fdllowing
statement should be added: "The range of values available in each\Woltage range is given in
the regjster of approvals, available for example on the website www!iecq.org”.

1.4.3.2 Nominal resistance range (if applicable)

The preferred range of resistance values should follow-2:2.4 of this standard

1.4.3.3 Particular characteristics

Additiopal characteristics may be listed, when\they are considered necessary to spe¢ify the
compoment adequately for design and application purposes.

1.4.4 Marking

The defail specification shall specCify the content of the marking on the capacitor and|on the
package. See also 1.6 of this stahdard.

1.5 Terms and definitions

For theg purposes ofithis document, the terms and definitions of IEC 60384-1, as well| as the
following, apply.

NOTE $ome defihitions of IEC 60384-1 have been expanded, as is indicated by a note.

1.5.1
a.c. capacitor
capacitor designed essentially for application with a power-frequency alternating voltage

Note 1 to entry: a.c. capacitors may be used on d.c. supplies having the same voltage as the a.c. r.m.s. rated
voltage of the capacitor.

1.5.2

electromagnetic interference suppression capacitor

radio interference suppression capacitor

a.c. capacitor used for the reduction of electromagnetic interference caused by electrical or
electronic apparatus, or other sources
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1.5.3

capacitor of Class X
RC unit of Class X

capacitor or RC unit of a type suitable for use in situations where failure of the capacitor or
RC unit would not lead to danger of electrical shock but could result in a risk of fire

1.5.4

capacitor of Class Y
RC unit of Class Y

capacitor or RC unit of a type suitable for use in situations where failure of the capacitor could
lead to danger of electric shock

1.5.5
two-tel

minal capacitor

electroinagnetic interference suppression capacitor having two terminals

SEE: F

1.5.6
series

gure 1.

RC unit

c= =

IEC1311/13

Figure 1 — Two-terminal EMI suppression capacitor

functiopal combination of a resistor in series with™a capacitor of Class X or Y

SEE: F

Note 1 td
understo|

1.5.7

gure 2.

IEC 1312/13

Figure 2 — RC unit

lead-thHrough capacitor, <coaxial>

entry: In this-standard, where the word "capacitor" appears, the words "capacitor or RC unit" should be
pbd where(the context permits.

capacitor with a central current-carrying conductor surrounded by a capacitor elemen
is symmetrically bonded to the central conductor and to the outer casing to form a coaxial
construction; it is coaxially mounted

SEE: F

igure 3.

Central conductor
carrying supply current

X\_\ B \
| .
f P Earthed circular

-
|

T mounting flange
_ —
T IEC 1313/13

Figure 3 — Lead-through capacitor (coaxial)

t which
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lead-through capacitor, <non-coaxial>
capacitor in which the supply currents flow through or across the electrodes

SEE: Figures 4a, 4b, 4c and 4d.

1.5.9

Earthed metal case IEC 1315/13

Figure 4b — Lead-through capacitor for asymmetrical use (non-coaxial)

/ IEC 1316/13

Figure 4c — Multiple unit lead-through capacitor (non-coaxial)
for symmetrical and asymmetrical use

Earthed metal case

1314/13

|
o— J J - o
|
|
| — —
— —
| |
|
IEC 1317/13

Figure 4d — Multiple unit lead-through capacitor

Figure 4 — Lead-through capacitors

by-pass capacitor
capacitor where radiofrequency interference currents are by-passed
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Note 1 to entry: There are three common forms: single, delta and T-connected. The single capacitor consists of a
capacitor in a metal case with one termination connected to the case as in Figure 5a; the delta form consists of an
X-capacitor and two Y2-capacitors arranged in a delta network as in Figure 5b; the T-connected form consists of
three capacitors Cp, Cg and C¢ connected in T as shown in Figure 5c.

The delta and T-connected forms are electrically equivalent (star-delta transformation). In the T-connected form the
X-capacitor is the result of the series connection of Cg — C and the Y-capacitors are the results of the series
connections of Cp — Cg and Cp - C¢.

When T-connected capacitors are submitted to tests, and it is stated that voltages shall be applied across the X-
capacitors, such voltages shall be applied between the line and neutral terminations. Similarly, when it is stated
that voltages shall be applied across the Y-capacitors, such voltages shall be applied between the line and neutral
terminations connected together and the earth termination.

SEE: F gtres Ser; Sb-and-5¢-

|
IEC 1318/13

Figure 5a — Single by-pass capacitor

G T T A :
[
| % !
| F——=——
I I
1 x:
[ I —_—
' Y I ] ¢
|
| I
I
|_ ___________________ IEC 1319/13

|
| |
| —_ L
: ——
|
: Ca —— :
—— |
: —— Cc :
[ —
: N
|
- - I
IEC 1320/13

Figure 5¢c — Example of a T-connected by-pass capacitor (in non-metallic housing)

NOTE For capacitors with non-metallic housings, the earth connection is brought out as a separate termination as
is shown in Figure 5c.

Figure 5 — By-pass capacitors


https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

—14 - 60384-14 © IEC:2013

1.5.10

rated voltage

either the r.m.s. operating voltage of rated frequency, or the d.c. operating voltage, which may
be applied continuously to the terminations of a capacitor at any temperature between the
lower and the upper category temperatures

Note 1 to entry: This implies, for capacitors covered by this standard, that the category voltage is the same as the
rated voltage.

1.5.11
rated power, <of a series RC unit>

maximum power which can be dissipated by the RC unit at the rated temperature during
continuous operation

1.5.12
upper category temperature
maximym surface temperature for which the capacitor has been designed to ¢perate
continupously

Note 1 tp entry: For lead-through capacitors and series RC units, the external\surface temperaturd can be
affected py internal heating due to the lead-through current. The terminations of.a“capacitor are considefed to be
part of the external surface.

Note 2 tq entry: This definition replaces that given in IEC 60384-1:2008, 2.2:41, because suppression c@pacitors
in accordance with this standard are intended to be connected to the mains network and may have intefnal heat
generatign as a result.

1.5.13
lower ¢ategory temperature
minimum surface temperature for which the.capacitor has been designed to ¢perate
continuously

Note 1 tq entry: This definition replaces that givenldn IEC 60384-1:2008, 2.2.10.

1.5.14
rated temperature, <of a lead-through capacitor or series RC unit>
maximym ambient temperaturenat’ which a lead-through capacitor can carry its rated lead-
through current or a series RC\unit can dissipate its rated power

Note 1 tq entry: This definitionyreplaces that in IEC 60384-1:2008, 2.2.24.

1.5.15
insertipn loss
ratio of the vdltage before and after the insertion of the suppressor as measured| at the
termingdtions

Note 1 t¢_entry: When measured in decibels, the insertion loss is 20 times the logarithm to base 10 ofthe ratio
stated.

1.5.16

rated current of the conductors, <lead-through capacitor>

maximum permissible current flowing through the conductors of the capacitor at the rated
temperature during continuous operation

1.5.17

main resonant frequency, <two-terminal capacitor>

lowest frequency at which the impedance of the capacitor is a minimum when applying a
sinusoidal voltage

1.5.18
impulse voltage
periodic transient voltage of a defined waveform as described in IEC 60060-1


https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

60384-

1.5.19

14 © IEC:2013 -15 -

passive flammability
ability of a capacitor to burn with a flame as a consequence of the application of an external

source

1.5.20

of heat

active flammability
ability of a capacitor to burn with a flame as a consequence of electric loading

1.6  Marking

See IEC 60384-1:2008, 2.4 with the following details.

The infprmation given in the marking is normally selected from the following listi~the
importgnce of each item is indicated by its position in the list:

a) ma:[ufacturer's name or trademark;

b) ma
c) cap

d) recrIgnized approval mark;

e) no

f) ratdd voltage and nature of supply (alternating voltage,may be indicated by the sym

(IEC 60417-5032:2002) and direct voltage by the symbol ==~ (IEC 60417-5031:2
—+ , also a.c. and d.c. respectively for alternating voltage and direct voltage

use
g) the

h) ratdd current of the conductor (in the-case of a lead-through capacitor);

i) tole

j) climatic category, followed by alletter indicating passive flammability category;

k) ratdd temperature;

[) yea

m) refdrence to the detail)specification.

1.6.1

The ca
implied

manufdctdrer. The marking shall be sufficient to enable a clear identification of the com
to be made.

ufacturer's type designation or the type designation given in the-detail specifica
pcitor class and subclass;

inal capacitance(s) and nominal resistance;

d;
method of connection, if necessary;

rance on rated capacitance if different from +20 %;

F and month (or week) of manufacture;

Marking of\capacitors

bacitor.shall be clearly marked with a), b) and c) and also d), e) and f) if these
by A),"and as many of the remaining items as are considered necessary

relative

tion;

N

bol .

002) or
can be

are not
by the
ponent

NOTE For surface mount components, see Annex F.

It is recommended that a caution mark be printed on the printed circuit board where a safety
component is mounted. The caution mark shall be ISO 7000-0434:2004. The mark is in the
form of an upright equilateral triangle containing an exclamation mark.

This caution mark is referred to in IEC 60065:2001, 5.3. Any duplication of information in the
marking on the capacitor should be avoided.

1.6.2

Marking of packaging

The package containing the capacitor(s) shall be clearly marked with all the information listed
above. National approvals may be indicated by lettering as an alternative to the approval

mark.
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1.6.3 Additional marking

Any additional marking shall be applied in such a way that no confusion can arise.

1.7 Classification of Class X and Class Y capacitors
1.7.1 Classification of X capacitors

Class X capacitors are divided into two subclasses (see Table 1) according to the peak
voltage of the impulses superimposed on the mains voltage to which they may be subjected in
service. Such impulses may arise from lightning strikes on outside lines, from switching in
neighbouring equipment, or switching in the equipment in which the capacitor is used.

Table 1 — Classification of Class X capacitors

Peak impulse Peak impulse voltage

Bubclass voltage in Application Up applied before
service endurance«test
X1 >2,5 kV High pulse application When~Cy\/< 1,0 pF
<4,0 kV Up =4 kv
When Cy > 1,0 uF
U, -4 in kV
Cn
10°F
X2 <2,5 kV General purpose When Cy < 1,0 uF
Up =2,5kV
When Cy > 1,0 pF
Up = 25 kv
CN
10°F

X1| capacitors may be substituted by\¥2 or Y1 capacitors of the same or higher Ug. X2 capacitors dan
be|substituted with X1 or Y2 or Y{Jscapacitors of the same or higher Uy.

NQTE 1 The factor used,for, the reduction of Up for capacitance values above 1,0 pF maintajns
0,9 x CyUp? constant for these capacitance values; Cy is in F.

NQTE 2 Overvoltage categories in association with rated impulse voltage and rated mains voltage are
foynd in IEC 60664~1.

1.7.2 Classification of Y capacitors

Class Y-capacitors are further divided into three subclasses, Y1, Y2 and Y4, as sHown in
Table Z:
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Table 2 - Classification of Class Y capacitors

R ; g Peak impulse voltage
. . . ange of rate
Subclass Type of insulation bridged voltages Up applied before
endurance test
Y1 Double insulation or reinforced <500 V Up = 8,0 kV
insulation
Y2 Basic insulation or supplementary >150 V When C\ < 1,0 pF
insulation
<500 V Up = 5 kV
When Cy\ > 1,0 uF
5
Up=—o KV
Cy
10 °F
Basic insulation or supplementary _
Y4 insulation <150 V Us = 2,5kV

Y2 cppacitors may be substituted by Y1 capacitors of the same or higher Uy .

NOTE 1 For definitions of basic, supplementary, double and reinforced insulation, see IEC 61140.

NOTE 2 The factor used for the reduction of Up for capacitance" values above 1,0 uF mainjains
0,5 3} CyUp?2 constant for these capacitance values; Cy is in F.

NOTE 3 Overvoltage categories in association with rated impulse voltage and rated mains voltagq are
founp in IEC 60664-1.

The englosure of a Y1-capacitor shall not contaipppother components.

Assemblies, like Delta by-pass or T-connected by-pass capacitors, may be constructed from
Y-capagitors and X-capacitors providedi-these capacitors fulfil the requirements for the
relevant X and Y subclasses.

One Yicapacitor may bridge basic insulation. One Y-capacitor may bridge supplementary
insulatipn. If combined basic and supplementary insulations are bridged by two or morg Y2- or
Y4-cappcitors in series, they shall have the same class and sub-class, the same rated poltage
and thg same nominal capacitance value.

2 Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics

The values/given in detail specifications shall preferably be selected from the following

211 Preferred climatic categories

The capacitors covered by this standard are classified into climatic categories according to
the general rules given in IEC 60068-1:1988, Annex A.

The lower and upper category temperature and the duration of the damp heat, steady state
test shall be chosen from the following:

— lower category temperature: -65 °C, =55 °C, —40 °C, -25 °C and —10 °C;
— upper category temperature: +85 °C, +100 °C, +105 °C, +125 °C and +155 °C;
— duration of the damp heat, steady state test: 21 and 56 days.

The severities for the cold and dry heat tests are the lower and upper category temperatures
respectively.


https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

-18 — 60384-14 © IEC:2013

For guidance on the application of the categories described above, see IEC 60940.

2.2 Preferred values of ratings

2.21

Nominal capacitance (Cy)

The preferred values of nominal capacitance are:

1, 1,5

, 2,2, 3,3, 4,7, 6,8 and their decimal multiples.

These values conform to the E6 series of preferred values given in IEC 60063.

2.2.2

The ma

2.2.3

The pr¢
and 1 Q

Electro
voltage)
connec
voltage)
the ma

Tolerance on nominal capacitance

ximum tolerance on nominal capacitance is +20 %.

Rated voltage (Ug)

eferred values of rated voltage are 125V, 250 V, 275 V, 4000V,;7440 V, 500 V
00 V.

equal to, or greater than, the nominal voltage of the.supply system to which t
ted. The design of the capacitors should take into account the possibility t

Kimum voltage over the capacitors shall be calculated in the worst possible cas

760 V

magnetic interference suppression capacitors should “be chosen to have a rated

ey are
hat the

of the system may rise by up to 10 % abovedtssnominal voltage. In star connections

e when

5s than

17). |If
stomer.

y C is

the nominal capacitance tolerances of the capacitors’used are considered.

2.2.4 Nominal resistance (Ry)

Preferrgd values of nominal resistance shall be taken from the E6 series of IEC 60063.
2.2.5 Rated temperature

The rated temperature for lead-through capacitors and series RC units shall be not le
+40 °C

2.2.6 Passive flammability

The preferred category of passive flammability permitted is Category B (see 4
categofy C is Used, it has to be agreed between the component supplier and the cu
See 4.17 also for alternative passive flammability testing.

Exemp ioh FEor r\r\mpnnanfe smaller than 1 7580 mm?3 pncci\/n flgmmahilify r\afognr
permitted.

Passive flammability categories better than C may require flame retardant additives which
may be considered to cause environmental impact. These categories should be subject to
discussion between manufacturers and customers to find a compromise between safety and

environ

mental requirements.

2.3 Requirements for sleeving, tape, tubing and wire insulation

Sleeving, tape, tubing and wire insulation used in the components falling under this standard
shall be rated for the voltage involved and the temperature attained under any condition of
actual use. They shall be flame retardant according to Class VW1.

If insulated terminals are requested, the preferable colours should be transparent or white.
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3 Assessment procedures

3.1 Primary stage of manufacture

For wound capacitors, the primary stage of manufacture is the winding of the capacitor
element. For single-layer ceramic capacitors, it is the metallization of the dielectric to form the
electrodes. For fixed multilayer ceramic capacitors, it is the first common firing of the
dielectric-electrode assembly. For other types of capacitor, it shall be the same as that given
in the sectional specification for the dielectric used.

3.2  Structurally similar components

Capacifors considered as being structurally similar are capacitors produced with essgntially
the same processes and materials, though they may be of different case siz¢s and
capacitance values, but of the same class and rated voltage.

3.3 ertified records of released lots

The information required in IEC 60384-1:2008, Clause Q.9, shall be ‘made availabl¢ when
prescribed in the detail specification and when requested by a customer. After the endurance
test the parameters for which variables information is required ,are capacitance dhange,
resistance change (for RC units), tan ¢ and insulation resistancé

3.4 Approval testing
3.4.1 Safety tests only approval

Tables|3 and 6 form a schedule limited to tests“concerning safety only requiremenfs. The
schedule to be used for safety tests only approval will be on the basis of fixed samplr sizes

as given in 3.4.3 and Table 3 of this standard:“Prior to the approval testing being carried out,
it is ngcessary to submit to the certification body a declaration of design (see Anpnex D)
registefing essential data and basic design details of the capacitors for which approval is
sought

3.4.2 Qualification approval

Tables |4, 5 and 7 shall be used when qualification approval is sought.

The procedures for ‘qualification approval testing are given in the generic specifjcation,
IEC 60884-1:2008+Clause Q.5, in which Q.5.3a) refers to lot-by-lot and periodic inspgctions.
The schedules _to~be used for qualification approval testing on the basis of lot-by-Jot and
periodi¢ inspections are given in 3.5 and Table 8 of this standard. The schedule to be ysed for
qualificption~ napproval testing on the basis of fixed sample sizes accordjng to
IEC 60
proced:
comparable order. The test conditions and requirements shall be the same. Qualification
approval according to the fixed sample sizes of Tables 4 and 5 is preferred.

3.4.3 Qualification approval on the basis of the fixed sample size procedure
3.4.31 Sampling

Capacitors of each technology, rated voltage, class and subclass shall be separately
qualified. The total number of capacitors of each rated voltage in each group is given in
Tables 3, 4 and 5. For multi-section capacitors containing sections of different classes and for
lead-through capacitors, larger numbers are required as indicated.

The sample shall contain equal numbers of specimens of the highest and lowest capacitance
values in the range to be qualified, except for the passive flammability test of 4.17 and the
active flammability test of 4.18. For the passive flammability test, the rules of sampling in
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4.17, footnote d) to Table 3 and footnote h) to Table 4 shall be followed. For the active
flammability test, the rules of sampling in 4.18 shall be followed. For RC units, the sample of
highest capacitance values and the sample of the lowest capacitance values shall contain
each, as nearly as possible, an equal number of resistors of the highest and lowest resistance
value in the range to be qualified. Where only one capacitance value is involved, the total
number of capacitors as stated in Tables 3, 4 and 5 shall be tested.

Spare specimens are permitted as follows:
a) one per capacitance value which may be used to replace the permitted nonconforming
item in Group O;

b) the remainder of the spare specimens may be required. if it is necessary. to repeat any
tesff according to the provisions of footnote a) of either Tables 3 or 4.

The numbers given in Group 0 assume that all subgroups are applicable. If thisris-not|so, the
numbels may be reduced accordingly.

When Rdditional groups are introduced into the qualification approvalytest schedyle, the
numbef of specimens required for Group 0 shall be increased by the same number fas that
requirefl for the additional groups.

Tables|3, 4 and 5 give the number of specimens to be tested”in each group or subgroup
togethdr with the permissible number of nonconforming items-in each case.

Where |a range of ceramic capacitors to be qualified consists of different temprature
characferistics (or coefficients) or the range of capacitors employs significantly different
materidls, the samples for Groups 2, 3 and 7 shallkcontain the specified quantity of specimens
for each temperature characteristics (or coefficients) or dielectric material group as specified
below:

Group A: Materials with dielectric constant<é, < 500

w )z

Group B: Materials with dielectric constant 500 < £, < 5 000

Group C: Materials with dielectricconstant £. > 5 000
3.4.3.2 Tests

One of|the complete series of tests indicated in Tables 3, 4 or 5 is required for the appfoval of
capacitprs of a singlé nated voltage covered by one detail specification. The tests ¢f each
group ghall be carried out in the order given.

The whiole sample shall be subjected to the tests of Group 0 and then subdivided for thie other
groups

A specimen found to be a nonconforming Item during the tests of Group U shall not be used
for the other groups.

"One nonconforming item" is counted when a capacitor has not satisfied the whole or part of
the tests of a group.

Approval is granted when the number of nonconforming is zero.

Fixed sample size test schedules for safety tests only are given in Tables 3, 5 and 6, for
safety and performance qualification approval in Tables 4, 5 and 7. Tables 3, 4 or 5 include
the details for the sampling and permissible nonconforming items for the different tests or
groups of tests. Tables 6 or 7, together with the details of test contained in Clause 4, give a
complete summary of test conditions and performance requirements and indicate where, for
test methods or conditions of test, a choice shall be made in the detail specification.
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The conditions of test and performance requirements for the fixed sample size schedule
should be identical to those prescribed in the detail specification for the quality conformance
inspection.

Table 3 — Sampling plan — Tests concerning safety requirements only

Number of Permitted number of
Subclause specimens nonconforming items
Group Test of this tested per per rated voltage
standard rated voltage and subclass
and subclass Per group
Visual examination 4.1 28 + 12bJr 0
Capacitance 422 6+
Resistance 4.2.4 6 to18d
0
Voltage proof 4.2.1 +24
Insulation resistance 4.2.5
Spares 14+ 6°
Creepage distances and 4.1.1
clearances
A Robustness of terminations 4.3 6 0’
Resistance to soldering heat 4.4
Solvent resistance of the 4.20
marking
2 Damp heat, steady state 4.12 10 0’
Impulse voltage 4.13
Endurance 4,14
3 Class X and RC units 4.14.3 12b
Class Y and RC units 4.14.4 12b 0°
Lead-through® 4.14.5 6
6 Passive flammability 4.17 6 to 18d
7 Active flammability 4.18 24
Tests if Group O can be cafried out in any practical order, except for ceramic capacitors the capacitancg value
shall bg measured first.
? If ome nonconformling item is obtained, all the tests of the group shall be repeated on a new sample ahd then
no further noncefiforming items are permitted.
® |If multi-sectioh~capacitors consisting of X- and Y-capacitors are to be tested, 12 specimens shall bg taken
for the tests.on the X-capacitors and 12 other specimens for the tests on the Y-capacitors.
° Addltional capacitors if lead-through capacitors are tested.

9 See footnote h to Table 4.

Attention is drawn to the option of carrying out a combined voltage/current test, as prescribed in 4.14.6.
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Table 4 — Sampling plan — Safety and performance tests qualification approval -
Assessment level DZ

Permitted number of
:‘;e";:’;;:; nonconforming items per
Group Test tshl;;,(:taaunsdea:,; tested per rated rated voltage and subclass
voltage and Per group
subclass
Dz
Visual examination 4.1 50+ 12d +
Dimensions (gauging) 4.1 6+
Capacitance 4.2.2 6to 18"
Resistance 4.2.4 +24 5
0 Tangent of loss angleg 4.2.3 Q
Voltage proof 4.2.1
Insulation resistance 4.2.5
Spares 20
Dimensions (detail) 4.1
1 Robustness of terminations 4.3 6 0°
Resistance to soldering heat 4.4
Component solvent resistance 4.19
Solderability 4.5
Solvent resistance of the marking 4.20
1B | Rapid change of temperature 4.6 12 0°
Vibration 4.7
Bump or shockf 4.8 or 429
Container sealing ¢ 4.10
1 - 18 0
Climatic sequence 4.11
2 Damp heat, steady state 4.12 10 0°
Impulse voltage 4.13
Endurance 4.14
3 Class X and RC units 4.14.3 12d 0°
Class Y and RC units 4.14.4 12d
Lead-through 4.14.5 6
4 Charge and dischargeb 4.15 6 0°
5 Radiofrequency. éharacteristics 4.16 4 0°
6 Passive flammability 4.17 61t0 18" 0
7 Active/flammability 4.18 24 0
Tests ip Group\0 can be made in any practical order, except for ceramic capacitors the capacitance vglue shall be
measurled first!

If ohe-nmvﬂmmﬁm-mtmﬂmwm-gmmhaﬂ-mmhmew-Wand then no
further nonconforming items are permitted.

If applicable.
If required in the detail specification.

If multi-section capacitors consisting of X- and Y-capacitors are to be tested, 12 specimens shall be taken for the
tests on the X-capacitors and 12 other specimens for the tests on the Y-capacitors.

Additional capacitors if lead-through capacitors are tested.
Whichever is prescribed in the detail specification.
Not required for RC units, or for capacitors other than those of metallized film or metallized paper construction.

The smallest, a medium (in the case of more than four case sizes) and the largest case size shall be tested. Of each
case size, three specimens of the maximum capacitance and three specimens of the minimum capacitance shall be
tested, resulting in six specimens per case size.

Attention is drawn to the option of carrying out a combined voltage/current test as prescribed in 4.14.6.
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Table 5 — Test schedule and sampling plan for lot-by-lot tests

Safety tests only

Group Clause number and test referred Inspection level Acceptance number
to Clause 4 of this standard IL
A0 4.2.2 Capacitance
a b
4.2.4 Resistance 100 %

d
4.2.1 Voltage proof

A1 4.1 Visual examination S-4 0

c
Dimensions

4.2.5 Insulation resistance (Test A) | 0

Tests in Group A0 and Group A2 can be made in any practical order, except for ceramic capacitors the,capgcitance
value shall be measured first.

The samgyling sizes corresponding to inspection levels should be selected from IEC 61193-2:2007, Table 1.

a

If applicable.
b May ble carried out as end-of-line testing.

¢ This [test may be replaced by in-production testing if the manufacturer ‘installs SPC on dimensional
measfirements or other mechanisms to avoid parts exceeding limits.

4 The oltage proof test shall be combined with a suitable monitoring®method to detect defects in jnsulation

resistance.
Qualification approval — Assessment level DZ
Group Clause number and test referred Inspection level Acceptancgd number
to Clause 4 of this standard IL e
A1 4.1 Visual examination S-4 0
4.1 Dimensions (gauging)

A2 4.2.2 Capacitance
4.2.4 Resistance ?

4.2.3 Tangent of loss anglé(inetallized and 0
ceramic capacitors‘only)

4.2.1 Voltage proof (Test A)

4.2.5 Insulation.resistance (Test A)

B1 4.5 Solderability * S-3 0

a

If applicable.

> If one nonconforniing item is obtained, all the tests of the group shall be repeated on a new sample, and then no

furthef non€onforming items are permitted.
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Table 6 — Test schedule for safety tests only (7 of 2)
Subclause number and test * Conditions of test ? nandc® Performance requirements *°
Group 0 Non-destructive See
Table 3
4.1 Visual examination No visible damage
Legible marking
4.2.2 Capacitance Within specified tolerance
4.2.4 Resistance (if applicable) Within specified tolerance
4.2.1 Voltage proof Method: ... No permanent break-down or
flashover
4.2.5 Ingulation resistance Method: ... As in Table 11
Group 1A Destructive See
Table 3
4.1.1 Crpepage distances and As 4.1.1
clgarances
4.3 Rdbustness of terminations | Severity: see detail specification No visible damage
4.4 Rdsistance to soldering No pre-drying
hept (if applicable) See detail specification for the
Method 1
4.20 Sdlvent resistance of the Solvent: ... Legible marking
marking Solvent temperature: ...
Method 1
Rubbing material: cotton weuel
Recovery: ...
4.4.2 Fipal measurements Visual examination No visible damage
Capacitanee See Table 13
Resistance (if applicable) See Table 13
Group 2 Destructive See
Table 3
4.12 Ddgmp heat, steady state

4.12.1 Ini

ial measurements

4.12.2 Telst conditions

Group 0 measurements to be
used

Ceramic capacitors: half of the
sample with Ui applied; the
other half with no voltage
applied

Other capacitors: no voltage
applied

4.12.3 Final inspection and
measurements

Visual examination

Capacitance
Resistance (if applicable)
Voltage proof

Insulation resistance

No visible damage
Legible marking

See Table 15
See Table 15
See Table 15
See Table 15



https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

60384-14 © IEC:2013

— 25 —

Table 6 (2 of 2)

Subclause number and test * Conditions of test * nandc® Performance requirements *
Group 3 Destructive See
Table 3
4.13.1 Initial measurements Group 0 measurements to be
used
4.13 Impulse voltage 3 pulses, full wave See 4.13.2 and 4.13.3
Peak voltage: see Table 1 and
Table 2
4.14  Endurance Duration: 1 000 h
Voltage, current and
temperature: see 4.14.3, 4.14.4,
4.14.5 and 4.14.6
4.14.7 |Final measurements Visual examination No visible ‘damagg
Legiblermarking
Capacitance See Table 16
Resistance (if applicable) See Table 16
Voltage proof See Table 16
Insulation resistance See Table 16
Group 6 Destructive See
Table 3
4.17 |Passive flammability See 4.17.1
Group [7 Destructive See
Table 3
4.18 |Active flammability See 4.18.4

Tests i
be megsured first.

Group 0 can be carried out in any.practical order, except for ceramic capacitors the capacitancg value shall

@ SuHclause numbers of test conditions and requirements refer to Clause 4.

b

n =number of specimens,¢-='number of permissible nonconforming items.

°  When, for a ceramic ¢apacitor, a precise measurement of capacitance drift is required, preconditionipg according
to Annex G should be performed as advised by the manufacturer.
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Table 7 — Test schedule for safety and performance tests qualification approval -

Assessment level DZ (1 of 4)

Subclause number and test 2 Conditions of test 2 nandcP® Performance
requirements 2
Group 0 Non-destructive SeeTable 4
4.1 Visual examination No visible damage
Legible marking and
as specified in the
detail specification
4.1 Dimensions (gauging) See detail
specification
4.2.2 Cppacitance Within spécifled
tolerance
4.2.4 Resistance (if applicable) Within specifled
tolerance
4.2.3 Thngent of loss angle Frequency: ... See detail
(rhetallized and ceramic specification
c@pacitors only)
4.21 Vpltage proof Method: ... No permaner]t break-
down or flasHover
4.2.5 Irfsulation resistance Method: ... See Table 12
Group 1A Destructive See Table 4
4.1 Djmensions (detail) See detail

4.3
4.4

Py

pbbustness of terminations

P

esistance to soldering heat
if applicable)

—

4.19 Cpmponent solvent

4.4.

=

gsistance (if applicable)

2 Flnal measurements

Severity: see detail specification

No pre-drying
See detail spegcification for the
Method 1

Solvent: =
Solvent temperature: ...
Method 2

Recovery: ...
Visual examination
Capacitance

Resistance (if applicable)

specification jand
Table 9

No visible damage

See detail
specification

No visible dafnage
See Table 13
See Table 13
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Table 7 (2 of 4)

nandc¢?

Subclause number and test 2 Conditions of test 2 Performance
requirements 2
Group 1B Destructive See Table 4
4.5 Solderability (if applicable) Without ageing Good tinning as

For method see detail
specification

evidenced by

free

flowing of the solder
with wetting of the
terminations or solder
shall flow within 3 s,

as applicable

4.20 SptventTesistance of the Sotvent— tegibfeTmark
mlarking Solvent temperature: ...

Method 1

Rubbing material: cotton wool

Recovery: ...
4.6 Ripid change of temperature | T, = Lower category

temperature
Tg = Upper category
temperature

Five cycles

Duration 7y = 30 min
4.6.1 F[nal inspection Visual examination No visible da
4.7 V]bration For mounting method and sevyerity:

see detail specification
4.7.2 F|nal inspection Visual examination No visible da
4.8 Bump For mounting method and severity:
or see detail specification
4.9 Shock
4.8.2 F|nal measurements Visual examibation No visible da
or Capagitance See 4.8.2 or
4.9.2 this specifica

Resistance (if applicable) See Table 14

ng

mage

mage

mage

1.9.2 of
tion
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Subclause number and test 2 Conditions of test 2 nandcP® Performance
requirements 2
Group 1 Destructive See Table 4
4.10 Container sealing (if Test Qc or Test Qd of IEC 60068- No evidence of
applicable) 2-17 as prescribed in the detail leakage
specification
4.11 Climatic sequence Measurements made in 4.4.2,
4.8.2 or 4.9.2 as appropriate
4.11.1 Irjitial measurements Temperature: upper category
temperature
4.11.2 Dyy heat Duration: 16 h
4.11.3 Dpmp heat, cyclic, test Db,
fifst cycle
4.11.4 Cpld Temperature: lower category
temperature
Duration: 2 h
4.11.5 Dpmp heat, cyclic, test Db,
rgmaining cycles
4.11.6 F|nal measurements Visual examination No visible dafnage
Legible mark|ng
Capacitance See Table 14
Resistance (if applicable) See Table 14
Tan ¢ (if applicable) See Table 14
Voltage proof See Table 14
Insulation resistance See Table 14
Group 2 Destructive See Table 4
4.12 Dpmp heat, steady state
4.12.1 Irjitial measurements Group 0 measurements to be used
4.12.2 Test conditions Ceramic capacitors: half of the
sample with Ug applied; the other
half with no voltage applied
Other capacitors: no voltage
applied
4.12.3 F|nal measurements Visual examination No visible dafnage
Legible mark|ng
Cdpab;tdllbt} SUU Tabic 1:
Resistance (if applicable) See Table 15
Tan ¢ (if applicable) See Table 15
Voltage proof See Table 15
Insulation resistance See Table 15
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Table 7 (4 of 4)

nandc¢?

Subclause number and test 2 Conditions of test 2 Performance
requirements 2
Group 3 Destructive See Table 4
4.13.1 Initial measurements Group 0 measurements to be used
413 Impulse voltage Number of impulses: 24 max. See 4.13.2 and 4.13.3
Peak voltage: ... V,
see Tables 1 and 2
4.14 Endurance Duration: 1 000 h
\Voltage, current and temperature:
see 4.14.3, 4.14.4, 4.14.5 and
4.14.6
4.14.7 F|nal measurements Visual examination No vjsible damage
Legible mark|ng
Capacitance See Table 14
Resistance (if applicable) See Table 14
Tan ¢ (if applicable) See Table 14
Voltage proof See Table 14
Insulation resistance See Table 16
Group 4 Destructive See Table 4
4.15 Charge and discharge Only for metallized and ceratic
capacitors and RC units using
such capacitors
4.15.1 Irfitial measurements Group 0 measurements'may be
used, provided the~measuring
conditions are the.same as
required for this\test; in addition,
except for;RC units, tan ¢ shall be
measured-at:
10 kHZ\for Cy <1 pF
1kHz for Cy > 1 pF
4.15.3 F|nal measurements Capacitance See Table 17
Tan ¢ at same frequency as initial See Table 17
measurement (not for RC units)
Resistance (if applicable) See Table 17
Insulation resistance See Table 17
Group 5 Non-destructive See Table 4 | See detail
1. If required in the detail specification
4.16  Radiofrequency specification; see detail
characteristics specification for measuring
method
Group 6 Destructive See Table 4 | See 4.17.1
4.17 Passive flammability
Group 7 Destructive See Table 4 See 4.18.4
4.18  Active flammability

Tests in Group 0 can be made in any practical order, except for ceramic capacitors the capacitance value shall be

measured first

a8 Subclause numbers of test conditions and requirements refer to Clause 4.

b

n = number of specimens, ¢ = number of permissible nonconforming items.

¢ When, for a ceramic capacitor, a precise measurement of capacitance drift is required, preconditioning according
to Annex G should be performed as advised by the manufacturer.
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3.5 Quality conformance inspection

Before submission to the quality conformance inspection, an appropriate 100 % voltage proof
test between terminations according to Table 10 shall be made.

The details of this test shall be the prerogative of the manufacturer, but the time shall be not
less than 1 s.

If the test is performed in a time period between 1 s and 2 s the voltage of Table 10 shall be
increased to values above curve B of Figure 6.

1,6
1,5
1,4
1,3
(0]
(2]
o
o
2 12
Q
§ Curve B
g 11
S
S
g 10
[T
0,95
0,9
0,85
0,8
1,0 &9 12 13 14 15 16 17 1,8 1,920
IEC 1321/13
Figure 6 — Test duration (s)
If a d.c| test voltage-is used instead of a.c. for Y-capacitors, it shall be not less than 1,p times
the a.c] test voltage in Table 10 and further increased to values above curve B of Figurge 6.
All nongonforming items shall be removed from the lot prior to lot-by-lot testing.

3.561 Formation of inspection lots
3.5.1.1 Groups A and B inspection

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis according to Table 8.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection lots subject to the
following safeguards:
a) the inspection lot shall consist of structurally similar capacitors (see 3.2);

b) the sample tested shall be representative of the values and dimensions contained in the
inspection lot:

1) in relation to their number;

2) with a minimum of five of any one value;
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c) if there are less than five of any one value in the sample the basis for the drawing of
samples shall be agreed between the manufacturer and the Certification Body;

For Group A tests, the inspection lot shall consist of components of the same rated voltage,
class and subclass and shall be taken from one continuous production run.

No nonconforming items are permitted for Class Y-capacitors in the voltage proof test.

For Group B tests, the inspection lot shall consist of components produced with similar
processes and materials, as related to the test concerned.

3.5.1.2____Group C inspection
3.5.1.2{1 Safety tests only approval

Re-qualification tests according to Table 6 may be required by the certification-body when a
change| of the declared design as given in Annex D is intended.

The ceftification body shall be informed about the intended change(s)and decide whether re-
qualificption tests have to be performed.

3.5.1.2|2 Qualification approval

These {ests shall be carried out on a periodic basis.

The samples to be submitted to the periodic test in_Table 8 shall be representative of the
current| production of the specified periods and shall be taken from the same rated \oltage,
class aphd subclass. In subsequent periods, othepcase sizes in production shall be tested with
the aim of covering the whole range of the approval.

No nonconforming items are permitted for\Class Y capacitors in the voltage proof test.

3.5.2 Test schedule
3.5.21 Test schedule for'safety tests only approval

The schedule for the lotzhy-lot tests or criteria for re-qualification is given in Tablel 5 and
Annex D of this standard-

3.5.2.2 Test schedule for qualification approval

The schedule-for the lot-by-lot and periodic tests for quality conformance inspection is given
in Tablge 4 of Clause 2 of the blank detail specification, for example, IEC 60384-14-3.

3.5.3 Delayed delivery

Re-inspection in the case of delayed delivery shall be carried out at intervals not exceeding
three years. When according to the procedures of IEC 60384-1:2008, Clause Q.10, re-
inspection has to be made, voltage proof at the full relevant test voltage, capacitance,
resistance (if applicable) and insulation resistance shall be checked as specified in Group A
inspection and solderability shall be checked according to Group B inspection.

3.5.4 Assessment level

The assessment level DZ will be used. See Table 8.
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Dz
Inspection subgroup IL Acceptance number
A1 S-4 0
A2 | 0
B1 S-3 0
b Dz
Inspection subgroup
y n c?
CHA 6 6 0
C1B ° 6 12
c1 6 18 (
c2 6 10
C3 ]
Class X \
Class Y \ 3 1% l
Lead-through) 6 J
C4
6 6 (
€5 12 3 q
cé 12 61018
c7 12 24

The sanjpling sizes corresponding to inspection levels should be selected from IEC 61193-2:2007, Table 1.

IL = insgection level
p = perigdicity in months
n = sample size

¢ = pernjissible number of nonconforming items

a

If one nonconforming item is obtained, all the tests of the group shall be repeated on a new sample gnd then
no fyrther nonconforming items are permitted!

®  The fontent of the inspection subgroupstis.described in Clause 2 of the relevant blank detail specificatjon.

y.

¢ The pibration, bump and shock tests in this subgroup are required to be carried out every 12 months op

4 Tept and measurement procedures
This clause supplenents the information given in IEC 60384-1:2008, Clause 4.

AC tests carrjed out at a frequency between 50 Hz and 100 Hz are considered valid [for any
nominall frequency between 50 Hz and 100 Hz. In case of doubt, 50 Hz shall be the reference

£ $
frequeneyfermeasurements:

4.1 Visual examination and check of dimensions

See IEC 60384-1:2008, 4.4 with the following additional details.

4.1.1 Creepage distances and clearances

Creepage distances and clearances on the outside of the capacitor between live parts of
different polarity or between live parts and a metal case shall be not less than the appropriate
values given in Table 9.

Table 9 is based on IEC 60664-1, but equipment safety standards IEC 60335-1, IEC 60065
and IEC 60950-1 have been considered, also. Further information may be obtained from
IEC 60664-1.
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Table 9 is generated using following environmental conditions as main guideline:

Pollution degree 2, altitude <2 000 m and CTI (Comparative Tracking Index) of materials

>100.

The creepage distances smaller than those in the Table 9 can be used, if rules given in
IEC 60664-1 for CTl of materials in components allow that. Creepage distance shall always
be larger or equal to clearance distance from this table. Equipment standards may require

larger distances than ones given here.

Compliance shall be checked by measurement according to the rules laid down in

IEC GO-Wmmmmths may
be necgssary, for example for capacitors intended to be used in other environments than

pollution degree 2 (e.g. drip-proof and splash-proof capacitors) or for the use of Capaditors in
altitudegs higher than 2 000 m. See IEC 60664-1 for guidance.
Table 9 — Creepage distances and clearances
Points df Rated voltage (r.m.s.)
measurement
URS130V 13OV<UR5250V 250V<UR§500V 500V<UR§760V 760V<UR§1000V
Creepage | Clear- | Creepage | Clear- | Creepage | Clear- [-Creepage Clear- Creepage | Clearance
distance ance distance ance distance ance distance ance distance
mm
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Between liye 2,0 1,5 3,0 2,5 4,0 3,0 6,3 5,5 8,0 5,5
parts of
different
polarity
(functional
insulation)
Between liye 2,0 1,5 4,0 3.0 5,0 4,0 6,3 5,5 8,0 7,5
parts and dther
metal partg
over basic
insulation
Between liye 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 12,6 11,0 16,0 11,0
parts and dther
metal partg
over reinfofced
insulation ¢
NOTE The reinforced insulation figures for voltages >500 V are given for information only. In this sfandard Y1
capacitors pre limited t0'500 V.
@ These Ijmits(shall be used for measurements between terminals of an X-capacitor.
e tor and for

measure

These limits”shall be used for measurements between each terminal and the metal case of an X-capac

These limits shall be used for measurements between terminals of an Y 1- capacitor (up to 500 V).

4.2 Electrical tests

4.2.1 Voltage proof

See IEC 60384-1:2008, 4.6, with the following details.

4211

Test circuit for d.c. tests

Omit the capacitor C, if the capacitor under test, or a section of it, is a metallized film or

metallized paper capacitor.
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The product of R4 and (C4 + Cx) shall be less than, or equal to, 1 s and greater than 0,01 s.

R, includes the internal resistance of the power supply.

R, shall limit the discharge current to a value equal to, or less than, 0,05 A.

4.2.1.2

Test circuit and method for a.c. tests

When for qualification approval and periodic tests a 50/60 Hz voltage is applied, the voltage
shall be supplied from a transformer fed from a variable auto-transformer, and the voltage
shall be raised from near zero to the test voltage at a rate not exceeding 150 V/s. The test

time s
test vo

resistor.

For lot{
but car

4213

The vo
Table 3
testing
followin

a) the

b) for
be

c) the
For
use

NOTE 1
IEC 6034

d) for

as ipdicated in Figure 6%

Attentid
the caqg
should

all be counted from the time the test voltage is reached. At the end of the testt

tage shall be reduced to near zero and the capacitor discharged through &g

by-lot and 100 % testing, the voltage shall be applied directly at the\full test \
e should be taken to avoid overvoltage peaks.

Applied voltage

tages of Table 10 shall be applied between the respective-measuring points sk

of IEC 60384-1:2008 for a period of 1 min for qualification approval and g
and for a period of not less than 1 s for lot-by-lot quality conformance testing,
g details:

test according to 2c of Table 3 of IEC 60384-4:2008 shall not be carried out;

bncapsulated units with a non-metallic case,”a voltage proof test such as Test
arried out only for qualification approvaktests and periodic tests;

method of applying the test voltage for Test C shall be given in the detail specifi
qualification testing, the foil method given in IEC 60384-1:2008, 4.6.2.3.2 s
d, unless otherwise specified in the detail specification;

his test is applicable only to insulated capacitors in non-metallic case or in insulated metallic c
4-1:2008, 4.6.2.3.

esting during a period between 1 s and 2 s, the voltage of Table 10 shall be ing

n is drawn to the-fact that repetition of the voltage proof test by the user may d
acitor. If repetition of the voltage proof test is made by the user, the applied
not be greater than 66 % of the test voltage specified in Table 10.

me the
uitable

oltage,

own in
eriodic
vith the

C shall

cation.
hall be

hse. See

reased

amage
voltage
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Table 10 — Voltage proof

Class Range of rated Test A Test B or Test C
voltages

X1 <1000V 43 Us (d.c) 2 Ug + 1500 V (a.c.) with

X2 - ’ R a minimum of 2 000 V (a.c.) ®

Y1 <500 V 4000V (a.c.) 4000V (a.c.)

vo 2150 v Ug + 1200 V (a.c.) with a 2 U + 1500 V (a.c.) with
<500 V minimum of 1 500 V (a.c.)® |  a minimum of 2 000 V (a.c.)

Y4 <150 V 900V (a.c.)’ 900 V (a.c.)®

For Delta and T-connected capacitor units according to Figures 5b and 5c, the test voltage
for terminals to case shall be the appropriate test voltage for the Y-capacitors.

For lot-by-lot tests of Class Y2- and Y4-capacitors, the a.c. test voltage may be'replaced by
a d.c. voltage of 1,5 times the prescribed a.c. voltage.

The Uy in this d.c. test is the rated a.c.voltage value.

4214

There s

NOTE 1
capacito

4.2.2

See |E

42.21

The ca

Requirements

hall be no permanent breakdown or flashover during the test period.

he occurrence of self-healing breakdowns during the application of the test voltages on meta
s is allowed.

Capacitance

> 60384-1:2008, 4.7 with the following details.

Measuring conditions

bacitance measured shall be'the series equivalent capacitance.

The measuring frequency shall be 1 kHz, but, only for ceramic capacitors with Cy <

(class ?
The mq

The m
measul

) and Cy < 1 000-pF (class 1), the measuring frequency shall be 1 MHz.
asuring temperature shall be in accordance with IEC 60384-1:2008, 4.2.1.

basuring—voltage shall not exceed the rated voltage. For ceramic capacit
ing voltage shall be 1,0V £ 0,2 V.

ized film

100 pF

brs the

As the nominal capacitance of ceramic capacitors, as measured above, is the smal

-signal

capacitance, the manufacturer shall supply the following information for ceramic capacitors:

a) the maximum expected 50/60 Hz current through the capacitor at rated voltage taking into

acc
cap

b) the
tem

4.2.2.2

ount capacitance tolerance and temperature characteristic (or coefficient) of
acitance;
minimum expected capacitance taking into account capacitance tolerance and

perature characteristic (or coefficient) of capacitance.

Requirements

The capacitance value shall be within the specified tolerance.

4.2.3

Tangent of loss angle

This test is normally required for metallized and ceramic capacitors only.
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See |IEC 60384-1:2008, 4.8 with the following details:

The measuring frequency shall be 10 kHz for Cy < 1 uF and 1 kHz for Cy > 1 uF. For ceramic
capacitors measuring frequency shall be 1 kHz, but for capacitors with Cy < 100 pF (class 2)

and Cy

4.2.4

<1 000 pF (class 1), the measuring frequency shall be 1 MHz.

Resistance (Equivalent Series Resistance (ESR)) (for RC units only)

The ESR shall be measured in a series equivalent circuit at the following frequency:

100 kHz for Ry x Cy < 50 us;

1 kHz f
where

Ry is th
CN is th

4.2.5

See |IE

In lot-b
value o
than 60

4.2.5.1

When

measu
section

4.2.5.2

. - N
DT Ry X CN 2 OU IS

e nominal resistance in ohms, and

e nominal capacitance in farads.
Insulation resistance

C 60384-1:2008, 4.5 with the following details.

f the insulation resistance exceeds the limits of Jables 11 or 12, which can be
S.

Temperature correction
brescribed in the detail specification "the temperature at which the measure

ed value by multiplying it by _the appropriate correction factor prescribed
| specification for the relevant-dielectric, or given in the detail specification.

made Iall be noted. If this temperature differs from 20 °C, a correction shall be mad

Requirements

The indulation resistance shall exceed the values of Tables 11 or 12 as appropriate.

Table 11 — Insulation resistance — Safety tests only

Test A Test B or Test C
When Cy > 0,33 uF When C\ £ 0,33 uF R in MQ
RCyins R in MQ
2000° 6000 6000

y-lot quality conformance testing the measuring may be interrupted at the time fhat the

shorter

ent is
to the
in the

For capacitors with ester-impregnated paper dielectric, the values of the
table shall be replaced respectively by the values 500, 1 500 and 2 000.
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Table 12 — Insulation resistance — Safety and performance tests

Test A Test B or Test C
Dielectric When Cy > 0,33 uF When Cy £ 0,33 uF R in MQ
RCyins R in MQ
Paper =P 2000 6 000 6 000
Plastic 5000 15 000 30 000
Ceramic - 6 000 3 000
REMARKS

e Limifs more severe and related to the dielectric may be given in the detail specification for performapce tests
only} where possible by reference to the appropriate IEC publication.

e For ¢apacitors having one termination connected to the case, the insulation resistance limits-for Test |A should
be uped.

e For fapacitors with a discharge resistor, measurement should be carried out with\the dischargq resistor
discpnnected. If the resistor cannot be disconnected without the capacitor being destroyed, the test ghould be
omitfed in Group A; and, for qualification approval and periodic tests, the test sheuld be carried out ¢n half of
the dpecimens in the sample, which should consist of capacitors specially made without discharge resiptors.

@ Also for mixed plastic/paper dielectrics.

> For cppacitors with ester-impregnated paper dielectric, the values of thé table shall be replaced respegtively by
the values 500, 1 500 and 2 000.

4.3 Robustness of terminations

See IEC 60384-1:2008, 4.13 with the following details.

The test method and degree of severity to be used shall be specified in thg detail

specifigation.

The tegt for snap-in contacts shall-be specified in the detail specification; the test methods
and seyerity shall comply with therapplicable parts of IEC 61210.

4.4 Resistance to soldering heat

This tgst is not applicable to capacitors with insulated leads longer than 10 mm| or to
capacitprs with terminations not intended to be soldered (such as screw and [fast-on
termingdtions).

initial measurements shall be carried out after

When |pre€onditioning is performed,

preconditioning.

When, for fixed capacitors of ceramic dielectric Class 2, a precise measurement of
capacitance drift is required, preconditioning should be performed as advised by the
manufacturer (see Annex G).

See IEC 60384-1:2008, 4.14 with the following details.

4.4.1 Test conditions

There shall be no pre-drying.
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4.4.2 Final inspection, measurements and requirements

The final measurements after this test are the intermediate measurements after the tests of
Subgroup 1A and before the remainder of the tests of Group 1. The capacitors shall be
visually examined and measured and shall meet the requirements of Table 13.

Table 13 — Resistance to soldering heat — Requirements

Inspection or measurement Inspection or Requirements
measuring method
Visual examination 4.1 No visible damage
Capacitapce 42 2 The difference between the capacitance measured

finally and in, Group O of Table 3, or Table 4shall not
exceed 5 %

Resistange 4.2.4 ‘AR/R‘ <59%
(if applicgble)

?  For cgeramic capacitors the capacitance difference shall not exceed 10 %.

4.5 $olderability

This tept is not applicable to capacitors with terminations not inténded for soldering (§uch as
screw terminations and snap-in contacts).

See |IEC 60384-1:2008, 4.15 with the following details«

4.51 Test conditions

No agejing is required.
When Method 2 is used, a soldering ironof size A shall be used.

4.5.2 Requirements

See Taple 7.

4.6 Rapid change of.temperature

When [for fixed eapacitors of ceramic dielectric, Class 2 a precise measurement of
capacitpnce driftcis required, preconditioning should be performed as advised |py the
manufdcturer {see Annex G).

When |préconditioning is performed, initial measurements shall be carried OU|t after
preconditiommimg:

See IEC 60384-1:2008, 4.16 with the following details.
Number of cycles: 5.
Duration of exposure at the temperature limits: 30 min.

4.6.1 Final inspection

The capacitors shall be visually examined and there shall be no visible damage.

4.7 Vibration

See IEC 60384-1:2008, 4.17 with the following details.
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4.71 Test conditions

The following degree of severity of test Fc applies: 0,75 mm displacement or 100 m/s2,
whichever is the lower amplitude, over one of the following frequency ranges: 10 Hz to 55 Hz,
10 Hz to 500 Hz, 10 Hz to 2 000 Hz. The total duration shall be 6 h.

The detail specification shall prescribe the frequency range and shall also prescribe the
mounting method to be used. For capacitors with axial leads which are intended to be
mounted by the leads, the distance between the body and the mounting point shall be
6 mm+ 1 mm.

4.7.2 Final inspection

The capacitors shall be visually examined and there shall be no visible damage.

4.8 Bump

The defail specification shall state whether the bump or the shock test appliés.
See IEC 60384-1:2008, 4.18 with the following details.

4.8.1 Test conditions
The following are the preferred severities.

Total number of bumps: 1 000 or 4 000
Acceletation: 400 m/s?
Pulse dquration: 6 ms

The mqunting method and the severity shallbe specified in the detail specification.

4.8.2 Final inspection, measurements and requirements

The finpl measurements after this-test are the intermediate measurements after the {ests of
Subgroup 1B and before the remainder of the tests of Group 1.

The cgpacitors shall be)visually examined and measured and shall meet the fdllowing
requirements.
e Thdre shall b&/no visible damage.

e The change of capacitance compared with the value measured in Group 0 of Table|4 shall
notlexcéed 5 % except for ceramic capacitors where it shall not exceed 10 %.

« The value of tan § shall not exceed the limit prescribed in the detail specification.

« The change of resistance (if applicable) shall not exceed the limit in Table 14.

When preconditioning is performed, initial measurements for reference shall be carried out
after preconditioning.

49 Shock
The detail specification shall state whether the bump or the shock test applies.

See IEC 60384-1:2008, 4.19 with the following details.

4.9.1 Test conditions

The following severities are preferred.
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Pulse-shape: half-sine wave

Peak acceleration Corresponding
duration of the pulse
m/s2 ms
500 11
1000 6

C:2013

The mounting method, the severity and the number of shocks along each axis shall be
specified in the detail specification.

4.9.2

The fin
Subgro

The cg
require

e The

e The
not

e The
e The

When
after pr

410 (

This te
See |IE

4.10.1

Final inspection, measurements and requirements

al measurements after this test are the intermediate measurements after\the {
up 1B and before the remainder of the tests of Group 1.

pacitors shall be visually examined and measured and shally meet the fo
ments.

re shall be no visible damage.

change of capacitance compared with the value measuréd in Group 0 of Table
exceed 5 % except for ceramic capacitors where it shall not exceed 10 %.

value of tan & shall not exceed the limit prescribed<in the detail specification.

change of resistance (if applicable) shall not.exceed the limit in Table 14.

preconditioning is performed, initial meaSurements for reference shall be carr
econditioning.

Container sealing

5t is applicable only if prescribed in the detail specification.
> 60384-1:2008, 4.20 with the following details.

Test conditions

The capacitors shall\be subjected to either Test Qc or to Test Qd of IEC 60068-2

approp
when T

4.10.2

riate. Unless® otherwise specified in the detail specification, Method 1 shall b
est Qc.is_ employed.

Requirements

ests of

llowing

4 shall

ed out

t17, as
e used

During

or after the test, as applicable, there shall be no evidence of leakage.

4.11 Climatic sequence

When, for fixed capacitors of ceramic dielectric Class 2, a precise measurement of
capacitance drift is required, preconditioning should be performed as advised by the
manufacturer (see Annex G).

See IEC 60384-1:2008, 4.2.1 with the following details.

4111

Initial measurements

The initial measurements for the climatic sequence are the measurements carried out in 4.4.2,
4.8.2 or 4.9.2 as appropriate.
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4.11.2

Dry heat

—41 -

See IEC 60384-1:2008, 4.21.2 with the following details.

No measurements are required at the upper category temperature.

4.11.3 Damp heat, cyclic, test Db, first cycle

See |IEC 60384-1:2008, 4.21.3.

4.11.4

Cold

See |IE
No med

4.11.5

See |IE

4.11.6

See |IE
Recovd

After re
require

C 60384-1:2008, 4.21.4 with the following details.
surements are required at the lower category temperature.

Damp heat, cyclic, test Db, remaining cycles

0 60384-1:2008, 4.21.6.

Final inspection, measurements and requirements

D 60384-1:2008, 4.21.7 with the following details.
ry shall be for 24 h + 2 h under standard atmosphéric conditions for testing.

covery, the capacitors shall be visually examined and measured and shall m
ments of Table 14.

Table 14 — Climatic’sequence — Requirements

eet the

mspection or

Inspection or

Requirements

neasurement measuring method
Visual efamination 4.1 No visible damage
The marking shall be legible
Capacitance 4.2.2 The final capacitance value shall be within 5 6" of the
value measured in 4.4.2, 4.8.2 or 4.9.2, as applicable
Tangent of loss angle 4.2.3 The increase of tan § over the value measurefl in
(metallized capacitors-only) Group 0 shall not exceed
0,008 for Cy <1 pF
0,005 for Cy > 1 pF
Resistante 424 AR
(if applichble) ‘? <5%
Voltage proof 4.2.1 Test voltage as in Table 10
No permanent breakdown or flashover is permitted
Insulation resistance 4.2.5 Greater than 50 % of the applicable limits of Tables

11 0or 12

a

For ceramic capacitors the capacitance difference shall not exceed 10 %.

4.12 Damp heat, steady state

When,

for fixed capacitors of ceramic dielectric Class 2, a precise measurement of
capacitance drift is required, preconditioning should be performed as advised by the
manufacturer (see Annex G).

See IEC 60384-1:2008, 4.22 with the following details.
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4.12.1 Initial measurements

Initial measurements have been carried our in Group 0 of Tables 3 or 4.

When preconditioning is performed, initial measurements shall be carried out after
preconditioning.

4.12.2 Test conditions
Temperature: 40 °C + 2 °C
Relative humidity: (93 + 3) %

Duratiop—24-er-56-da¥ys

When the test is made on ceramic capacitors, half of the sample shall have the rated yoltage
applied and the other half shall have no voltage applied.

For all pther capacitors, no voltage shall be applied during the test.

4.12.3 | Final inspection, measurements and requirements

Recovdry shall be for 1 h to 2 h under standard atmospheric conditions for testing.

After rgcovery the capacitors shall be visually examinedrand measured and shall mget the
requirements of Table 15.

Table 15 — Damp heat, steady state — Requirements

Inspection or measurement Inspection or Requirements
measuring method
Visual edamination 4.1 No visible damage
The marking shall be legible
Capacitapce 4.2:2 The final capacitance value shall be within 5 %’ of the
value measured in Group 0 of Tables 3 or 4, gs
applicable
Tangent pf loss angle 4.2.3 The increase of tan & over the value measured in
(metallizg¢d capacitors only) Group 0 shall not exceed

0,008 for C\y <1 pF
0,005 for C\y > 1 pF

Resistange 4.2.4
(if applicdble) AR <5%
Voltage groof 4.21 Test voltage as in Table 10

No permanent breakdown or flashover is pernfitted

" 4l SO0, r b [ B TR £
redicr UidirT JuU 7o UT UTS appiicavllc TS Ul |ab|eS 11

or12

:{;;
N
(6]

Insulatiorrreststance

a

For ceramic capacitors the capacitance difference shall not exceed 15 %.

4.13 Impulse voltage

This test is to be carried out as a sequence with the endurance test described in 4.14.

4.13.1 Initial measurements

Initial measurements have been made in Group 0 of Table 3 or Table 4.

When preconditioning is performed, initial measurements shall be carried out after
preconditioning.
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4.13.2 Test conditions
Each individual capacitor shall be subjected to a maximum of 24 impulses of the same

polarity. The time between impulses shall be not less than 10 s. The peak value of the voltage
impulse shall be as given in Table 1 and Table 2.

The rise time, t. is defined as t, = (fgy — t309) x 1,67. Time {  is the front time 74 defined in
IEC 60060-1:2010, 7.1.18.

The decay time ty, is the same as time to half value T, defined in IEC 60060-1:2010, 7.1.22.

The wa
given i

ieuit are
Annex A.

Before [use, the functioning of the circuit shall be checked using Cy values,ofl0,01 uF and
0,1 pF pnd the values for the other circuit elements as given in Table A.1. The'rise time {. and
decay {ime {4 shall be within 0 % + 50 % of the values given in Table A,2\»The capacitors Cyx
used fdr this check should not be high-permittivity ceramic.

If the waveform from the check shows a damped oscillation, the peak-to-peak value|of this
oscillatjon, U,,, shall be not greater than 10 % of the peak voltage of the impulse Ucg as
shown |n Figure 7.

f Ucr

Upp

'

Voltage

Time

IEC 1322/13

Figure 7 — Impulse wave form

4.13.3 | Requirements

There shall be no permanent breakdown or flashover

If any three successive impulses are shown by the oscilloscope monitor to have had a
waveform indicating that no self-healing breakdowns or flashovers have taken place in the
capacitor, then no further impulses shall be applied and the capacitor shall be counted as
conforming.

If all 24 impulses have been applied to the capacitor and 3 or more of them are of a waveform
indicating that no self-healing breakdowns or flashovers have occurred, then the capacitor
shall be counted as conforming, but, if less than three impulses are of the required waveform,
then the capacitor shall be counted as a nonconforming item.
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4.14 Endurance

When, for fixed capacitors of ceramic dielectric Class 2, a precise measurement of
capacitance drift is required, preconditioning should be performed as advised by the
manufacturer (see Annex G).

The endurance test shall be started within one week of the completion of the impulse voltage
test. See IEC 60384-1:2008, 4.23 with the following details.

4.14.1 Test conditions

The capacitors shall be placed in the test chamber in such a manner that no capacitor is
within 25 mm of any other capacitor.

However, there is an exception, when the width or diameter of the capacitor)is legs than
25 mm] then the distance between the capacitors may be reduced to the valueyof this width or
diameté¢r, provided that this causes no extra heating of the capacitors. In case of doybt, the
25 mmi|spacing shall be used.

The calpacitors shall not be heated by direct radiation and the cirCulation of the aif in the
chambér shall be adequate to prevent the temperature from exegeeding £3 °C of the specified
temperpture at any point where capacitors are placed.

For nonp self-healing capacitors, a 1 A fuse or larger, if~the capacitance value under jtest so
requirep, shall be connected in the supply circuit and shall not rupture during the test.

NOTE For self-healing capacitors a fuse or other device of*suitable sensitivity may be connected in the [circuit of
each capgacitor to indicate if failure occurs.

4.14.1.1 Sampling

The sample for the endurance test shall be divided, if necessary, into two or threg parts
according to the numbers given in Tables 3, 4 or 5, so that separate tests may be carfied out
on the K-capacitors, the Y-capacitors and the lead-through arrangements.

For example, when testing delta capacitor units (see 1.5.9), 12 capacitor units shall bg tested
according to 4.14.3 and another 12 units according to 4.14.4. When testing a Class | lead-
through capacitor (see (1.56.8) 12 capacitors shall be tested according to 4.14.4 and |6 units
according to 4.14.5.

4.14.2 | Initial/measurements

Initial measurements have been carried out in 4.13.1.

4.14.3 Endurance for Class X capacitors and RC units containing Class X capacitors

For multi-section capacitors, all X-sections shall be tested in parallel, if necessary, by shorting
out any Y-sections. For T-connected capacitors (see 1.5.9), the test shall be carried out
between the terminals normally connected to line and neutral.

The capacitors and RC units, for which no rated temperature is given, shall be submitted to an
endurance test of 1 000 h at upper category temperature at a voltage of 1,25 U except that
once every hour the voltage shall be increased to voltage Ug r.m.s. for 0,1 s, where Ug =
1,6 x Ug or 1000 V r.m.s., whichever is higher. Each of these voltages shall be applied to
each capacitor individually through a resistor of 47 Q + 5 %. The suitable circuit is shown in
Annex B.

NOTE The value of this resistor is chosen to simulate the high-frequency impedance of the supply mains. For
capacitors with capacitance value above 10 pF the dissipated power in the resistor becomes large. With increasing


https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

60384-14 © IEC:2013 - 45—

capacitance values the dissipated power may rise to unpractical level. In this kind of situation Safety Test Houses
may allow lower resistance value of 5 % of the reactance value of the test capacitor C, to be used.

RC units, for which a rated temperature is given, shall be mounted in the manner specified by
the manufacturer, and the oven shall be stabilized at the rated temperature without voltage
applied to the capacitors. The voltage shall then be switched on and the time counted from
this moment.

After thermal stability due to internal heating of the resistor has been re-established, the case
temperature of one of the capacitors shall be measured. It shall not exceed the upper
category temperature.

The tegtTircuitshouldbedesigned—sothat vottage tranmsientsand—currentsurgesare avoided
during pwitching. This may be achieved by discharging the capacitor before switching to the
new voltage provided that the total time taken to change over to Ug r.m.s. and back dpes not
exceed 30 s.

4.14.4 | Endurance for Class Y capacitors and RC units containing Class Y capacijtors

For multi-section capacitors, all Y-sections shall be tested in parallel; if necessary, by ghorting
out any X-sections. For T-connected capacitors (see 1.5.9) the terminals normally connected
to line jand neutral shall be shorted and the test shall be carried-out between them and the
termingl normally connected to earth.

The cgpacitors shall be submitted to an endurance~test of 1 000 h at upper category
temperature at a voltage of 1,7 Ug, except that once every hour the voltage spall be
increasfed to voltage Ug r.m.s. for 0,1 s, where Ug =1,5 x Ug or 1 000 V r.m.s., whichever is
higher.| Each of these voltages shall be applied.\to each capacitor individually thrpugh a
resistof of 47 Q + 5 %. The test circuit is shownin’ Annex B.

The tegdt circuit should be designed so that,voltage transients and current surges are gvoided
during pwitching. This may be achieved-by discharging the capacitor before switching to the
new vo|tage provided that the total time taken to change over the Ug r.m.s. and back dpes not
exceed| 30 s.

4.14.5 | Endurance for the lead-through arrangements

In addition to the enddrance tests of the capacitors according to 4.14.3 and 4.14.4, the
currenttcarrying capacity of the lead-through arrangements shall be tested. All the lead-
through wires shall.be’connected in series and the capacitors submitted to an endurarice test
of 1 00D h with ateurrent of 1,1 Iz passing through the lead-through wires. During this fest, no
voltage| is applied to the capacitor dielectric.

The capacitors shall be mounted in the manner specified by the manufacturer, and the oven
shall be—stabitized—atthe—rated tvlllpvlatwu withrout—current pabbillg tilluugil the L,ap:lCitOI’S.
The current shall then be switched on and the time counted from this moment.

After thermal stability has been re-established, the case temperature of one of the capacitors
shall be measured. It shall not exceed the upper category temperature.

4.14.6 Test conditions — Combined voltage/current tests

For some types of capacitor, such as coaxial lead-through capacitors, it is possible without
difficulty to apply both test voltage and current to the capacitor at the same time. If prescribed
in the detail specification, a combined endurance test of 1 000 h may be carried out instead of
the tests of 4.14.3 (or 4.14.4) and 4.14.5 using the number of specimens appropriate for the
test of 4.14.3 (or 4.14.4) and 1,1 times the rated current flowing through the lead-through
arrangements.
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The case temperature of one of the capacitors shall be measured as in 4.14.5. It shall not
exceed the upper category temperature.

4.14.7 Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined and measured in the order given in Table 16.

Table 16 — Endurance — Requirements

Inspection or Inspection or Requirements
measurement measuring method
Visual examination 41 No visible damage
Capacitaphce 4.2.2 The final capacitance value shall be within 10(% ® of
the value in Group 0 of Tables 3 or 4 as™appli¢able
Tangent pf loss angle 423 The increase of tan & over the valug measured in
(metallizg¢d capacitors only) Group 0 shall not exceed

0,008 for Cy < 1 pF
0,005 for Cy > 1 pF

Resistange (if applicable) 4.2.4 |AR/R| <10%
Voltage groof 4.2.1 Test voltage as in/Table 10
No permanent breakdown or flashover is pernfitted
Insulation resistance 4.2.5 Greater than 60 % of the applicable limits of Tjables 11
or12

a

For cgramic capacitors the capacitance difference shall not exeeed20 %.

4.15 Charge and discharge

This tept is applicable only to metallized.¢apacitors, ceramic capacitors and RC unitg using
such cgpacitors.

See IEC 60384-1:2008, 4.27 with the following details.

4.15.1 | Initial measurements

Initial measurements have been made in Group 0 of Tables 3 or 4. In addition, except|for RC
units, tan o shall be measured according to IEC 60384-1:2008, 4.8 with the following dagtails.

Frequepcy: 10 kHz Frequency: 1 kHz
Voltagsq: 1V r.m.s. max. Peak voltage: <3 % of rated voltage

When preconditioning is performed, initial measurements shall be carried out after
preconditioning.

4.15.2 Test conditions

The capacitors shall be subjected to 10 000 cycles of charge and discharge at the rate of
approximately one operation per second.

Each cycle shall consist of charging and discharging the capacitor. For a.c. capacitors, the
test voltage shall be 2 x Ugand for d.c. capacitors the test voltage shall be Ugr-

Each capacitor shall be individually charged by applying the test voltage through a resistor
with the value
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R 220 x 10°
CN

Q

or the value required to limit the charge current to 1 A (or to the higher current value given in
the detail specification) whichever resistance value is the greater.

Each capacitor shall be individually discharged through a resistor of such a value that the
maximum rate of change of voltage (dU/d¢) shall be approximately 100 V/us.

For RC units, if it is impossible to achieve a discharge rate of 100 V/us, the RC unit shall be
dischanfgedthrough a short circuit.

The cirguit is given in Annex C.

4.15.3 | Final measurements and requirements

The capacitor shall be measured and shall meet the requirements of Table 17.

Table 17 — Charge and discharge — Requirements

Inspection or Inspection or Requirements
measurement measuring method
Capacitapce 4.2.2 The fimakeapacitance value shall be within 10(% ° of
thewalue in Group 0 of Tables 3 or 4, as applicable
Tan 6 for 4.15.1 The'increase of tan § over the value measured in
Cn <1 uf 4.15.1 shall not exceed 80 x 10-4
=10 kHg
(if applic@ble)
Tan & for 4.15.1 The increase of tan § over the value measured in
Cn > 1 pf 4.15.1 shall not exceed 50 x 104
f=1kHz
(if applicgble)
Resistange 4.2.4 |AR/R| <10 %
(if applic@ble)
Insulation resistance 4.2.5 Greater than 50 % of the applicable limits of Tjables 11
or12

a

For cgramic capacitors,‘the capacitance difference shall not exceed 20 %.

4.16 adiofrequency characteristics

The defailspecification may prescribe measuring methods and requirements for one gr more
of the folfowing radiofrequency characteristics:

— the main resonant frequency of the capacitor;

— insertion loss (the methods of CISPR 17 shall be used where possible);
— resistance at resonant frequency;

— impedance of the capacitor;

— inductance of the capacitor.

4.17 Passive flammability test
4.17.1 Testing according to IEC 60384-1

See IEC 60384-1:2008, 4.38, with the following details.
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No test according to Group 0 and no preconditioning are required.

The test shall be carried out on 6 to 18 specimens, depending on the number of case sizes
tested. The smallest, a medium (in the case of more than 4 case sizes in the range to be
qualified), and the largest case size in the range to be qualified, shall be tested. For each
case size, 3 specimens, each of the highest and lowest capacitance values of the range to be
qualified, shall be tested.

The flame shall be applied for the period of time specified in the generic specification
corresponding to the volume of the specimen and the category of flammability specified in the
detail specification.

The pr¢ferred category is category B. If category C is used, it has to be agreed betwgen the
compoment supplier and the customer.

Exemption: For components smaller than 1 750 mm?® passive flammability” categoy C is
permitted.

Passive¢ flammability categories better than C may require flame fetardant additiveg which
may be considered to cause environmental impact. These categories should be subject to
discusgion between manufacturers and customers to find a compromise between safety and
envirorimental requirements.

For suifface mount capacitors consisting of ceramic and )metal only the passive flammability
test canp be omitted.

4.17.1.1 Requirements

The bdrning time specified in the generic specification shall not be exceeded py any
specimgn. The tissu paper shall not ignite(“No electrical measurements are required.

4.17.2 | Alternative passive flammability test

In situgtions, where the componénts do not have passive flammability category B, on where
categofy C has not been agre€ed upon, and the volume of the capacitor is greater than
1 750 mm®, or when the polymeric enclosure materials are not classified V-0 according to
IEC 60695-11-10, the fallowing alternative test method can be used.

Three $amples of-the' component are to be subject to three 15 s applications of a tesf flame,
the pefiod betw&en the applications of the flame being 15 s. The component shall not
continule to flame for more than 15 s after the first and second applications, and not more than
60 s affer the)third application.

4.17.2.1 Requirements for the test set-up

For the test, a supply of gas having a heating value of approximately 37,6 MJ/m?®
(1 000 Btu/ft3) at normal pressure and a 9,5 mm (3/8 inch) diameter Tirril burner are to be
used. The test flame is to be 19 mm (3/4 inch) high with the air ports of the burner closed.

4.17.2.2 Requirements for the conduction of the test

Each component is to be mounted in a position that is most conductive to the ignition of the
component and that is permitted by the physical construction of the component. The tip of the
test flame is to be applied at any location on the body of each component. No electrical
measurements are required.
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4.18 Active flammability test

4.18.1

This test is not applicable to Y1 capacitors.

4.18.2 The sample of 24 specimens shall contain equal numbers of specimen of the highest,
the lowest and an intermediate capacitance value in the range to be qualified. Where there
are only two capacitance values in the range, 12 of each value shall be tested; where only 1
capacitance value is involved, 24 capacitors of this value shall be tested.

The specimens shall be individually wrapped in at least 1, but not more than 2, complete
layers of cheesecloth. The cheesecloth shall be untreated pure cotton cloth with a mass of
20 g/mZ2_to 60 g/m2 and having a count of between 22 x 27 and 45 x 34 which has been pre-
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2,5kV +(7) % for capacitors of Class X2 and“Y4

ferably

voltage

hen discharged, places U; acrass’ the capacitor under test. The interval between

hall be
ned for 120 +8os after-the last discharge, unless a blown fuse causes an open csil'cuit.

S1

i — 1.1 L I =
- T T T TI T

el e
Tr J:‘
L3 Ly

Oscilloscope

IEC 1323/13

Figure 8 — Typical circuit for pulse loading of capacitors under a.c. voltage
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Ux

>

_—
—

Time
IEC 1324/13

superim;.)o.sed high-voltage pul,se
= isolation transformer for blocking with secondary voltage of U~, and’a sufficient
capacity to supply 16 A to the test circuit at a voltage of >0,9 x Uk;
= filter capacitor 1 uF + 10 %;
= rod core choke 1,5 mH £ 20 %, 16 A;
= capacitor 0,033 puF + 5 %;
= 5Q+2%forCy,=1pF;
= 10Q+2 % for 0,22 uF < C, < 1 uF;
= 40 Q=+ 2 % for 0,068 puF < C, < 0,22 pF;
= 100 Q £ 2 % for C, < 0,068 puF;
= capacitor under test;
= voltage to which the tank capacitor.C; is charged;

= tank capacitor is 3 uF + 5 % up’to C, = 1 pF, and 23 x C, for C, > 1 uF. The
recommended value is 3 x €, but it is allowed to use a reasonably higher value
in order to standardize the-test equipment;

= slow-blow fuse, rated 46 A.

1, Co and L4 .. L, comprise a mains protection filter; other configurations for these filters are pernitted.

C, should have a‘suitable voltage compared to the required U, during test.

Adjustmentof U;

. voltage’/shall be switched off by S; and the secondary winding of the trangformer

shall b¢ short-circuited by S,. A set-up capacitor of capacitance C, + 5 % shall be cornnected

in the

Clposition. U shall then be adjusted so that the required peak voltage U; gppears

across

canacitor C 2¢ damonstratad - bv the oscilloscone—The taest shall than ha con ducted
CapacHo—& G oRSHAt8 66— —tHe—BS56H0S60Pe— 88 +SHar—tHehi—PBe-—604

7o

on the capacitors under test using this setting of U;.

4.18.4

Requirements

The cheesecloth around the capacitor shall not burn with a flame. No electrical measurements

are req

uired.

4.19 Component solvent resistance (if applicable)

See IEC 60384-1:2008, 4.31, with the following details.

The de

tail specification shall specify whether tests are required using solvents additional to

those specified in the generic specification.
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The requirements shall be specified in the detail specification.

4.20 Solvent resistance of the marking

See |IEC 60384-1:2008, 4.32, with the following details.

The detail specification shall specify whether tests are required using solvents additional to
those specified in the generic specification.

The marking shall be legible.
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Annex A
(normative)

Circuit for the impulse voltage test

It has to be pointed out that the 1,2/50 pulse shape in equipment standards, e.g. in
IEC 60065:2001, Annex K and in IEC 60950-1:2005, Annex N, is defined under open circuit
conditions, and different shape is accepted in under load conditions.

The test prescribed in 4.13 shall be carried out using the circuit of Figure A.1 and the values
given ip Table A.1, as well as the values and tolerances given in Table A.2.
—1__ o *
L 1
R Rs
69 Cr :|RP — CP Cx Oscilloscope
@ @ IEC 1325/13
Cq = chaiging (or tank) capacitor Rg = series resistor,/Or eharging resistor
Cp = pardllel capacitorRp = parallel resistor, or discharging resistor
Cy = capfcitor under test Up = direct voltage source
R = loading resistor
Figure A.1 — Impulse voltage test circuit
Table A.1 ~Values of Cy, Ct, Rp, Rg, Cp
Nominal value of Cy Cy Rp Rg Co
+10 % +10 % +10 % +10 %
pE uF Q Q pF
Cx 0,003 9 0,25 234 62 7 800
0,003,9%Cx < 0,012 0,25 234 45 7 800
0,012)< Cx <0,018 0,25 234 27 7 800
0,018 < Cx <0,027 0,25 234 27 -
0,027 < Cx <0,039 20 3 25 3 300
0,039 < Cx <0,056 20 3 13 3 300
0,056 < Cyx <0,082 20 3 9 3 300
0,082 < Cyx<0,12 20 3 7 3 300
0,12 < (Cx<0,18 20 3 5 3 300
Cy>0,18 20 3 3 3 300
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Table A.2 — Values and tolerances of Cy, ¢,, t4

Cx t ty
2 % (0/+50) % (0/+50) %
uF us us
0,01 1,7 46

0,1 1,6 47
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Annex B
(normative)

Circuit for the endurance test

The test prescribed in 4.14 shall be carried out with the following circuit (see Figure B.1).

C
Us —0

o

=

1,25 Ur a.c.

or ——)OC Cx
1,7 Ur A
47 Q)
Common ®

IEC 1326/13

Figure B.1 — Endurance test circuit
Cyx = cgpacitor under test.
Ug=1J5 x Ugor 1000V r.m.s., whichever is higher

The paft of the circuit for discharging the capacitor'may be omitted if the switching between
the two| supplies is arranged to take place at the'Zzero voltage point on the sinusoidal wave.

When the discharging circuit is used, the switching shall be arranged in the fdllowing
sequenice for each occasion when Ug is~applied:
a) swifch from position A to positien.B. Time for switching and remaining on position Bfis ;;

b) swilch from position B to position C. Time for switching and remaining on position [C is t5.
Timle on position C is 0,1 s;

c) swifch from position Cto position B. Time for switching and remaining on position Bfis t5;
d) swifch from position B to position A. Time for switching is t4.

For any capacitof_under test, the following condition shall be fulfilled:

ty +t, +t3+ 1, <30s.
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Annex C
(normative)

Circuit for the charge and discharge test

The test prescribed in 4.15 shall be carried out with the following circuit (see Figure C.1).

R
—o po— o
S
R4 | U
Cx
O
X1 Xo
IEC 1327/13

Cy = cappcitor under test

R, = current-limiting resistor (discharge)

R, = current-limiting resistor (charge)

S = switching device

U = test Joltage

X4, X, = ferminals for oscilloscope connection to observg{the maximum rate of change of voltage

Figure C.1 — Charge and discharge test circuit
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Annex D
(normative)

Declaration of design

60384-14 © IEC:2013

(confidential to the manufacturer and the certification body)

The purpose of this description is to register essential data and the basic design of the
capacitors for which approval is sought. The completed form shall be submitted to the
relevant certification body prior to any approval testing; its circulation to the other parties is

left to the decision of the manufacturer.
Changgs to the declared design are permitted only after notifying the certifi¢cation I
writing| In this case, the certifying body will decide on necessary steps tg \be takern
maximym, a complete re-qualification may be required.
Registration number:
(to be gllocated by the certifying body)
1 Applicant
2 Manufacturer
3 Manufacturing site
4 Type designation
5 Class/subclass
6 Circuit diagram
7 Dielectric:
7.1 Material
7.2 Thickness
7.3 Density (paper ‘only)
7.4 Number of-individual layers
8 Electrode(s):
8.1 Material
8.2 Method of production of electrode:
(for example, foil, evaporated onto film or paper)
9 Capacitor element, arrangement of the individual layers
10 Impregnant (if applicable)
11 Encapsulation:
11.1 Material(s) for cases, resins, etc. (as applicable)
11.2 Material of outer insulation (if applicable)
12 Outline dimensions
Location ‘Date Name

body in

. As a

Signature
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Annex E
(informative)

Pulse test circuits

o
-
N
w
S

5 6

IEC 1328/13

Charge¢ waveform for both circuits:

Timescale in units of RC (R isthe*charge
resistof)

The mpximum value,~of dU/d: is derived as
follows

0 = CY where=Q is the charge on the capacitor
and hepce

(1)
N

IEQY

Discharge waveform for inductive ¢
Time scale in units of +/LC
For the inductive circuit, if dissipation

neglected, the inductive energy with t
initial capacitive energy:

2 2
A Lay =+ CU§

2,0

1329/13

ircuit:

is
he

=0/ /Z

1=cF e

du|  Ug

d_U :Imﬁ di |max - \/E
df |« C

which occurs at t = 7/24LC
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Also since
U = Ld_L
d¢
drl  _Uo
d? | nax L
0 1 2 3 4 6
IEC 1330/13
Discharge waveform for resistive circuit:
Time sgale in units of RC (R is the discharge o dL
resistor) This gives control of —|
¢ max
For the|resistive circuit and thus enables to_@void exceedipng this
rating of the switch dn-the discharge|circuit.
Al In the resistive circuit, there is np such
max R control and the) rating is liable |[to be
dU U exceeded whemr trying to achievg peak
_— i discharge ofa hundred or more ampefes.
dt |pax  RC

which d

ccurs at ¢t = 0.
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Annex F
(normative)

Particular requirements for safety test of surface mounting capacitors

Surface mounting capacitors shall, in general, comply with all safety requirements of this
standard. Design, material and mounting technology make it necessary to introduce new tests

and adj

ust some existing methods and requirements.

F.1

The fo
standa

1.4.2 Mounting

Accord
manufg
individy
agreed

substrgtes, used for the testing shall be included in the test report. An example of a sy

enerat

lowing paragraphs replace corresponding paragraphs in the main section
d.

ng to IEC 60384-1:2008, 4.33 for the safety test accofding to Table F

al substrates as indicated in Table F.1. The suitability of\aproposed substrate g
between the manufacturer and the test laboratory, Details of the substr

of this

1, the

cturer shall supply the test house with components , Gnmounted or mounted on

hall be
ate, or
bstrate

with copductive tracks is shown in Figure F.1.

1.5.21 | Surface mount capacitor

A capagitor whose small dimensions and natureof shape of terminations make it suitable for
surfacg mounting in hybrid circuits and on printed boards.

1.6.1 Marking of capacitors

The calpacitors shall be clearly marked with a) and b) in 1.6. The capacitors may also be
marked with as many of the-remaining items as possible taking account of the relative
importgnce of each item. The marking shall be sufficient to enable a clear identification of the
compoment.

F.2 [Test and measurement procedures

The capacitor.shall be tested in accordance with Table F.1 with the following deviationg.

For an unencapsulated capacitor, test C in 4.2.1 and 4.2.5 shall be omitted.

4.3 Robustness of terminations is substituted with IEC 60384-1:2008, 4.34 and 4.35, and
performed before the tests in Groups 2 and 3. Measurement of capacitance during the
bending test may be omitted.

4.4 Resistance to soldering heat, if applicable, is performed as a separate test according
to IEC 60384-1:2008, 4.14.2.

4.4.2

Final inspection, measurements and requirements

The capacitors shall be visually examined and measured and shall meet the requirements of

Table 1

3.
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Table F.1 — Test schedule and sampling plan for safety test
of surface mount capacitors

Group | Clause number and test referring to Clause 4 | Number of specimens Permitted number of
tested per nonconforming items
rated voltage and per rated voltage and
subclass subclass
Per group Total
0 4.1 Visual examination 2 ] ]
4.2.2 Capacitance | 28 +12d+ |
4.2.4 Resistance ¢ b 67 +(6to18)f+ )
ZZT Voltage proof [ 24 |
4.2.5 Insulation resistance J J
Spares 14+6¢
1A 4.1.1 Creepage distances and clearances 2@ ] )
4.4 Resistance to soldering heat 2 ¢ LB 50 b
4.20  Solvent resistance of the marking 2 ) ]
4.17 Passive flammability 2 6to18f 0
Mounting according to 1.4.2 10+12d+6¢+24
2 4.34 of IEC 60384-1:2008, Shear test9 10 ob
4.35 of IEC 60384-1:2008, Substrate bending
test
4.12 Damp heat, steady state
3 4.34 of IEC 60384-1:2008, shear test 9 0
4.35 of IEC 60384-1:2008, substrate bending
test
4.13 Impulse voltage b
4.14 Endurance
4.14.3 Class X and RC units 12d
4.14.4 Class Y and RC units 124d
4.14.5 Lead-through 6 e
4 4.18 Active flammability 24 0

e Tepts in Group 0 éan be made in any practical order, except for ceramic capacitors the capacitanc¢ value
shall be measured:first.

e Atfention is drawn to the option of carrying out a combined voltage/current test as prescribed in 4.14|6.

a  Sarpples for4.1, 4.1.1, 4.4, 4.20 and 4.17 shall not be mounted on substrate during test.

b If gne monconforming item is obtained, all the tests of the group shall be repeated on a new sample and
them o further monconforming tems are permitted—The nonconforming (tems obtamed i the firstsample
shall be counted for the total of nonconforming items permitted in the last column.

¢ If applicable.

d If multi-section capacitors consisting of X- and Y-capacitors are to be tested, 12 specimens shall be taken
for the tests on the X-capacitors and 12 other specimens for the tests on the Y-capacitors.

€ Additional capacitors if lead-through capacitors are tested.

f  The smallest, a medium (in the case of more than four case sizes), and the largest case size shall be
tested. Of each case size, 3 specimens of the maximum capacitance and 3 specimens of the minimum
capacitance shall be tested, resulting in 6 specimens per case size.

9 This test is to be performed alternatively to the substrate bending test, if the detail specification specifies
mounting on rigid substrate (for example, alumina) only.



https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

60384-14 © IEC:2013 -61-

40 mm

F— 100 mm —4
IEC 1331/13
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Annex G
(informative)

Capacitance ageing of fixed capacitors
of ceramic dielectric, Class 2

G.1 Overview

Most ceramic dielectrics, Class 2, used for ceramic capacitors have ferroelectric properties

and exhibit a Curie temperature.

Above
whered
single
a finite
temper

Under

ature curve.

the influence of thermal vibration the ions in the crystalllattice continue to

this temperature, the dielectric has the highly symmetric cubic crystal sfructure
s below the Curie temperature the crystal structure is less symmetrical. Althpugh in
rystals this phase transition is very sharp, in practical ceramics it is often spread over
temperature range, but, in all cases, it is linked with a peak)in the capagitance/

ove to

positions of lower potential energy for a long time after the dielectric has cooled throligh the

Curie t
capacit

Howev
ageing
recomn

G.2

During
not we
Phys. §

The ageing constant k jsidefined as the percentage loss of capacitance due to the

proces

increasles its age tenfald, for example, from 1 h to 10 h.

As the
be 2 x
expresy

emperature. This gives rise to the phenomenon of eapacitance ageing, wher
pr continuously decreases its capacitance.

pr, if the capacitor is heated to a temperature above the Curie temperature, tk
takes place; i.e. the capacitance lost «through ageing is regained, and
nences from the time when the capacitor re-cools.

| aw of capacitance ageing

the first hour after cooling_through the Curie temperature, the loss of capacit
| defined, but after this_ .time it follows a logarithmic law (see K.W. Plessnej
oc., vol. 69B, P1261, 1956) which can be expressed in terms of an ageing cons

5 of the dielectric-which occurs during a “decade”, i.e. a time in which the ce

law of decrease of capacitance is logarithmic, the percentage loss of capacita
k between 1 h and 100 h age and 3 x k between 1 h and 1 000 h age. This
sed,mathematically by the following equation:

by the

en de-
ageing

ance is
, Proc.
tant.

ageing
pacitor

nce will
may be

where

C,=C/|1-
a4

k xlgtj
0

C; is the capacitance t h after the start of the ageing process;

C, is the capacitance 1 h after the start of the ageing process;

k is the ageing constant in percent per decade (as defined above);

t is the time in h from the start of the ageing process.

The ageing constant may be declared by the manufacturer for a particular ceramic dielectric,
or it may be defined by de-ageing the capacitor and measuring the capacitance at two known
times thereafter.
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k is then given by the following equation:

100x(c, -C,)
-, xlgt, - C, xlgt,

If capacitance measurements are made three or more times, then it is possible to derive k
from the slope of a graph where C,; is plotted against Ig t.

It is also possible to plot Ig C against Ig ¢.

During
so that
ageing

G.3

Becaug
be with
there is

In orde
or dete

For fag
1 000 K

For exd
inspect

Capaci
temper
temper

G4

measurements of ageing the capacitor should be maintained at a constant temp
capacitance variations due to the temperature characteristic do not mask thos¢|

Capacitance measurements and capacitance tolerance

e of ageing, it is necessary to specify a reference age at which the capacitang
in the prescribed tolerance. This age is fixed at 1 000 h, since, for practical pu
not much further loss of capacitance after this time.

I to calculate the capacitance Cq oq after 1 000 h{the ageing constant shall be
rmined as in Clause G.2, when the following formula may be used:
1- 0

100 3-1g t)}

tory measurements the loss of capacitance from the age at time of measurer
age will be known and can be offsset by using asymmetric inspection tolerance

k
G, 000 — Cx[

mple, if it is known that thel.capacitance loss will be 5 %, then the capacitors
ed to limits of +25/-15 % instead of +20 %.

ance is normally declared at 20 °C, and it may be necessary to measure
Ature or correct the results to this temperature. Errors can also arise from th
ature, and capacitors should therefore always be handled with plastic tweezers.

Special preconditioning

erature
due to

e shall
poses,

known

nent to

L

D.

may be

at this
e hand

In man

y . Of the tests in this standard, it is required to measure the capacitance changg

maintaining it for 1 h at the upper category temperature followed by 24 h at standard
atmospheric conditions for testing.

For those capacitors with a Curie temperature below the upper category temperature, this
results in de-ageing and the conditioning is also arranged, if possible, to bring the capacitors
to an age of 24 h, so that capacitance changes due to ageing are minimized.

If the Curie temperature of the dielectric is above the upper category temperature then the
special preconditioning will not completely de-age the capacitor, but it will nevertheless bring
it into a state where its capacitance is not so dependent on its previous history. In order to de-
age such capacitors completely, a temperature up to 160 °C may be required, and this
temperature could be deleterious to the encapsulation. Therefore, in the few cases where
complete de-ageing of such capacitors may be required, the detail specification shall be
consulted for details and any necessary precautions.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 14: Spécification intermédiaire —
Condensateurs fixes d'antiparasitage
et raccordement a l'alimentation

AVANT-PROPOS

ommission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale, +de” norm
osée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de\la CEl). |
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de  normalisation

ationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications access
(PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur\élaboration est confi
és d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le Sujet traité peut partic
isations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, (en liaison avec la CEl, p
ment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation aternationale de Normalisati
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

écisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans |3
ssible, un accord international sur les sujets étudiés, étant~donné que les Comités nationaux d
ssés sont représentés dans chaque comité d’études.

ublications de la CEIl se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont
e telles par les Comités nationaux de la CEIl. Tous desyefforts raisonnables sont entrepris afin qy

ventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quiren est faite par un quelconque utilisateur final.

le but d'encourager 'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
re possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs pul
hales et régionales. Toutes divergencés: entre toutes Publications de la CEl et toutes pul
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ssent des services d'évaluatiof yde conformité et, dans certains secteurs, accédent aux ma
rmité de la CEl. La CEIl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organi
cation indépendants.
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haux de la CEl, \pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de t

ptice) et les\dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la C
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L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60384-14 a été établie par le comité d’études 40 de la CEl:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette quatrieme édition annule et remplace la troisieme édition publiée en 2005 dont elle
constitue une révision technique. Toutes les modifications acceptées peuvent étre classées
comme des révisions mineures.
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Le texte de cette Norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
40/2199/FDIS 40/2232/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de la présente Norme.

Une liste de toutes les parties de la série de normes CEIl 60384, présentées sous le titre
général Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques, peut étre consultée
sur le dite web de Ta CEI.

Cette plublication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la ¢date de
stabilit¢ indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.ch'f dans les dpnnées
relativegls a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou
* amendée.

Le confenu du corrigendum d'avril 2016 a été pris en considération dans cet exemplaire.



https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

La prégente partie de la CEI 60384 s'applique aux condensateurs et aux*combi

conde
ouau

ou 1040 V c.c. et dont la fréquence nominale ne dépasse pas 100 Hz

1.2 OQbjet
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES DANS
LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 14: Spécification intermédiaire —
Condensateurs fixes d'antiparasitage
et raccordement a l'alimentation

aisons

ateur/résistance qui sont connectés a un réseau d'alimentation enscourant alternatif
e autre alimentation dont la tension nominale ne dépasse pas,. 1800 V c.a. (efficace)

La prédente partie de la CEIl 60384 a pour principal objet de spécifier les valeurs assighées et
caractéristiques préférentielles, de sélectionner, en se référant a la norme CEIl 60384-1, les

procéd

donner| les exigences de performances générales ‘pour ce type de condensatel
¢s et les exigences d'essai spécifiéescdans les spécifications particuliefes se
ant a cette spécification intermédiaire présenterons des niveaux de perforgnances
supérigurs ou égaux. Les niveaux de performance inférieurs ne sont pas autorisés.

séveérit

rapport

La prégsente Norme fournit un programme d'essais de sécurité a utiliser par les s
d'essai|nationales dans les pays qui exigent une approbation par de telles stations.

I convient d'utiliser les catégories de surtension associées aux tensions d'alimsg

ires d’évaluation de la qualité appropriées, les _essais et les méthodes de mesur

e et de
r. Les

tations

ntation

alternafives indiquées dans la\Norme CEIl 60664-1, pour les condensateurs classifiés dans la

présen

1.3

Les dofuments suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralit§
dans le présent document et sont indispensables pour son application. Ppur les

partie,

e Norme.

Références normatives

ou en

références .datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datg¢es, la
derniérg sedition du document de référence s’applique (y compris les éventuels

amend

bments).

CEI 60060-1:2010, Techniques des essais a haute tension — Partie 1: Définitions et exigences
générales

CEI 60063, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs

CEI 60065:2001, Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues — Exigences de
sécurité

Amendement 1:2005
Amendement 2:2010

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide

CEIl 60068-2-17, Essais d'environnement — Partie 2-17: Essais — Essai Q: Etanchéité
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IEC 60384-1:2008, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1. Generic
specification (Disponible en anglais uniquement)

CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CEI 60664-1, Coordination de I'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a basse
tension — Partie 1: Principes, exigences et essais

CEI 60695-11-10, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-10: Flammes d’essai —
Méthodes d’essai horizontale et verticale a la flamme de 50 W

CEl GOEIU_WT_IWﬂ_I—Iﬁ_I—Fm_, uide d'emploi des condensateurs, resistances, inauctances et iilires _complets
d'antipgrasitage

IEC 61/193-2, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling plans for
inspectjon of electronic components and packages (disponible en anglais uniquement)

CEI 61210, Dispositifs de connexion — Bornes plates a connexion rapide pour conducteurs
électriques en cuivre — Exigences de sécurité

CISPR(17, Méthodes de mesure des caractéristiques d'antipdrasitage des dispositifs de
filtrage|CEM passifs

ISO 70p0, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Index et tableau synoptique

1.4 Informations a spécifier dans une spécification particuliére

Les spécifications particulieres doivent provenir de la spécification particuliére| cadre
applicaple.

Les spécifications particuliéres ne daivent pas indiquer d’exigences inférieures a cellgs de la
spécifigation générique, intermédiaire ou particuliere cadre. Si des exigences plus ptrictes
sont in¢luses, elles doivent étreindiquées en 1.9 de la spécification particuliére et indiquées
dans lejs programmes d'essai, par exemple, par un astérisque.

Les infprmations suivanies doivent étre données dans chaque spécification particulierg et les
valeurs| citées doivent,_de préférence, étre choisies parmi l'article approprié de la présente
spécifigation intermédiaire.

NOTE Far commodité, les informations en 1.4.1 peuvent étre présentées dans un tableau.

1.4.1 Dessin d’encombrement et dimensions

Une illustration du condensateur doit étre incluse pour identifier facilement le condensateur et
le comparer a d’autres. Les dimensions et les tolérances associées, qui affectent
I'interchangeabilité et le montage, doivent étre données dans la spécification particuliére.
Toutes les dimensions doivent de préférence étre indiquées en millimetres; toutefois, quand
les dimensions originales sont indiquées en pouces, les dimensions converties en millimétres
doivent étre ajoutées.

Normalement, les valeurs numériques doivent étre données pour la longueur, la largeur et la
hauteur du corps et I'entraxe des sorties ou, pour les types cylindriques, le diamétre du corps,
la longueur et le diamétre des sorties. Si nécessaire, par exemple lorsqu’un certain nombre
de valeurs de capacité ou de gammes de tensions sont couvertes par une spécification
particuliere, leurs dimensions et leurs tolérances associées doivent étre placées dans un
tableau sous le dessin.
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Lorsque la configuration est différente de celle décrite ci-dessus, la spécification particuliére
doit indiquer de telles informations sur les dimensions et décrire le condensateur de fagon
appropriée. Lorsque le condensateur n’est pas destiné a étre utilisé sur des cartes imprimées,
cette information doit étre clairement indiquée dans la spécification particuliére.

1.4.2 Montage

La spécification particuliére doit spécifier la méthode de montage a utiliser pour une utilisation
normale et lors des essais de vibrations, de secousses ou de chocs. Les condensateurs
doivent étre montés normalement. La conception du condensateur peut étre telle que des
supports de montage spéciaux soient exigés pour son utilisation. Dans ce cas, la spécification
particuliere doit décrire les supports de montage. Ces supports de montage doivent étre
utilisés[ToTs des e55als de vibrations, de SECOUSSES oU de chocs.

Si des fecommandations de montage pour une utilisation normale sont établies sil\conyient de
les inclure dans la spécification particuliére au "1.8 Informations complémentaires (nor prises
en copsidération pour les contrdles)". Si des recommandations sont incluses, un
avertissement peut indiquer que les performances complétes des vibrations, des secpusses
et des fhocs peuvent ne pas étre disponibles si des méthodes de montage autres queg celles
spécifiges en 1.1 de la spécification particuliére sont utilisées.

1.4.3 Valeurs assignées et caractéristiques

Les valeurs assignées et caractéristiques doivent étre conformes aux Articles correspgndants
de la présente spécification et respecter les points présentés ci-aprés.

1.4.3.1 Gamme de capacités nominales

Il convient que la gamme préférentielle des valeurs de capacité soit conforme au 2.2/1 de la
présenfe Norme.

Si des produits approuvés conformément a la spécification particuliére comportent differentes
gammes, il convient d’ajouter la déclaration suivante: "La gamme des valeurs disppnibles
dans chaque gamme de tensions-est indiquée dans le registre des approbations, disponible
par exgmple sur le site web www.iecq.org."

1.4.3.2 Gamme de résistances nominales (le cas échéant)

Il convient que la gammle préférentielle des valeurs de résistance soit conforme a 2.24 de la
présenfe Norme.

1.4.3.3 Caractéristiques particuliéres

D’autrels\‘caractéristiques peuvent étre indiquées, si elles sont jugées nécessaires, pour
précis de fag,un applupliéc des-informationsretativesata bUIIbC}JtiUII etaux dpp“bdt ons du
composant.

1.4.4 Marquage

La spécification particuliére doit spécifier le contenu du marquage sur le condensateur et sur
’emballage. Se reporter également a 1.6 de la présente Norme.

1.5 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEl 60384-1
ainsi que les suivants s’appliquent.

NOTE Certaines définitions de la CElI 60384-1 ont été développées et font I'objet d'une note.
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1.5.1
condensateur pour courant alternatif
condensateur congu essentiellement pour fonctionner sous des tensions alternatives

Note 1 a l'article: Les condensateurs pour courant alternatif peuvent étre utilisés avec des alimentations a
courant continu de méme tension que la tension alternative efficace assignée du condensateur.

1.5.2

condensateur d'antiparasitage

condensateur pour courant alternatif utilisé pour Ila réduction des perturbations
électromagnétiques provoquées par les équipements électriques ou électroniques, ou par
d’autres sources

1.5.3

condensateur de classe X
unité RC de classe X
condenfsateur ou unité RC d'un type approprié pour étre utilisé dans des situations pu une
défaillance du condensateur ou de I'unité RC n'entrainerait pas de dangefde choc élgctrique
mais pourrait étre a l'origine d'un incendie

1.5.4

condensateur de classe Y
unité RC de classe Y
condenfsateur ou unité RC d'un type approprié pour étre utilisé dans des situations pu une
défaillance du condensateur pourrait entrainer un danger-de choc électrique

1.5.5
condensateur a deux bornes
condenfsateur d'antiparasitage doté de deux bories

VOIR: | Figure 1.

————— e ———,

| |

| |
® — I I — ®

1 |
IEC 1311/13
Figure4¥ — Condensateur d'antiparasitage a deux bornes
1.5.6

unité RC série
combingison fonctionnelle d'une résistance en série avec un condensateur de classe X|ou Y

VOIR: [ Figure 2.

-$E4|%-

IEC 1312/13

Figure 2 — Unité RC

Note 1 a l'article: Dans la présente Norme, lorsque le terme "condensateur" apparait, il convient de comprendre
les termes "condensateur ou unité RC" lorsque le contexte le permet.
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1.5.7

condensateur de traversée, <coaxial>

condensateur doté d'un conducteur central transportant un courant entouré d'un élément
capacitif qui est lié symétriquement au conducteur central et au boftier externe pour former

une construction coaxiale; il est monté de maniére coaxiale

VOIR: Figure 3.
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Conducteur central transportant
un courant d’alimentation

Collerette de montage

|

|
@ f . NN
circulaire mise a la terre

[
L__

IEC 1313/13

Figure 3 — Condensateur de traversée (coaxial)

1.5.8

condensateur de traversée, <non coaxial>
condenisateur dans lequel les courants d'alimentation circulent a travers ou entre les
des électrodes

VOIR:

ITF-4TF
:
Ei
-

Figures 4a, 4b, 4c et 4d.

/ IEC 1315/13

Figure 4b — Condensateur de traversée pour utilisation asymétrique (non coaxial)

Boitier métallique mis a la terre

bornes

—e

1314/13

Boitier métallique mis a la terre IEC 1316/13

Figure 4c — Condensateur de traversée a plusieurs unités pour utilisation symétrique
et asymétrique (non coaxial)
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Figure 4d — Condensateur de traversée a plusieurs unités

1.5.9

condensateur de contournement

conden

Note 1 a
condens
avec un
condens
constitug

Les con
connexig
le résult3

Lorsque
doivent 4
ligne et |
bornes d
connect§g

VOIR:

Figure 4 — Condensateurs de traversee

sateur dont les courants de perturbation radioélectrique sont shuntés

I'article: |l existe trois formes communes: condensateur simple, condensateurs connectés en tr
hteurs connectés en T. Le condensateur simple est constitué d'un condensateur dans un boitier m
P sortie connectée au boitier comme a la Figure 5a; la connexion~en triangle est constit
hteur X et de deux condensateurs Y2 disposés en triangle comme a’la~Figure 5b; la connexion
e de trois condensateurs Cp, Cg et C connectés en T comme a la Rigare 5c.

exions en T et en triangle sont équivalentes électriquement (transformation étoile-triangle).
nen T, le condensateur X est le résultat de la connexion ensserie de Cg — C et les condensateu
t des connexions en série de Cp — Cg et Cp — C.

les condensateurs connectés en T sont soumis a ‘des essais, et lorsqu'il est indiqué que des
tre appliquées aux bornes des condensateurs X,(ces tensions doivent étre appliquées entre la
B borne de neutre. De maniére similaire, lorsqu’il est indiqué que des tensions doivent étre appliq
les condensateurs Y, ces tensions doivent étre ‘appliquées entre la borne de ligne et la borne g
es ensemble et la borne de terre.

Figures 5a, 5b et 5c.

|
' [

S ¢ " — ®

IEC 1318/13

Figure 5a — Condensateur de contournement simple

jangle et
étallique
lée d'un
en T est

Dans la
s Y sont

tensions
borne de
iées aux
e neutre

L .
|
1 X
- : I
| | L= .
| Y |
| |
Sy ' IEC 1319/13

Figure 5b — Condensateur de contournement en triangle (en boitier métallique)
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Figu

NOTE

comme dela est représenté a la Figure 5c.

1.5.10

tension assignée
de fonctionnement efficace a la fréquence assigneé, ou tension continue de

tension

fonctiopnement qui peut étre appliquée en continu aux sorties'd'un condensateur a n'
quelle {fempérature entre la température minimale de catégorie et la température maxin

catégo

Note 1 § l'article: Ceci implique, pour les condensateurs ‘couverts par la présente Norme, que la te
catégorig est la méme que la tension assignée.

1.5.11
puissa

puissance maximale qui peut étre dissipée par l'unité RC a la température assignée p
un fondtionnement continu

1.5.12

tempénature maximale de catégorie

tempér

fonctiopnement en continu

Note 1 3| l'article: Pour~des condensateurs de traversée et des unités RC en série, la température dg

externe
condens

Note 2 § l'article: Cette définition remplace celle donnée en 2.2.41 de la CEI 60384-1:2008, parce

condens
et peuve

1.5.13

14 © CEI:2013 -79 -
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IEC 1320/13

re 5¢c — Exemple de condensateurs de contournement connectés en T (en boitier non-meétalli

Pour les condensateurs dotés de boitiers non métalliques, la connexion a la terre est whe’borne

Figure 5 — Condensateurs de contournement

e

nce assignée, <d'une unité RC enwsérie>

ature maximale della surface pour laquelle le condensateur a été congu p

beut étre afféectée par I'échauffement interne d0 au courant traversant. Les connexions de sd
hteur sonticonsidérées comme faisant partie de la surface externe.

hteurs d'antiparasitage conformes a cette norme sont destinés a étre connectés au réseau d'alin

[que)

distincte

mporte
nale de

hsion de

endant

our un

surface
rtie d'un

que les
entation

maontintoara
SReRtHter e

température minimale de catégorie
température minimale de la surface pour laquelle le condensateur a été congu pour un
fonctionnement en continu

Note 1 a

1.5.14

I'article: Cette définition remplace celle donnée en 2.2.10 de la CEl 60384-1:2008.

température assignée, <d'un condensateur de traversée ou d'une unité RC en série>

température ambiante maximale a laquelle un condensateur de traversée peut transporter son
courant circulant assigné ou a laquelle une unité RC en série peut dissiper sa puissance
assignée

Note 1 a

I'article: Cette définition remplace celle donnée en 2.2.24 de la CEl 60384-1:2008


https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

- 80 - 60384-14 © CEI:2013

1.5.15

perte d’insertion

rapport des tensions avant et aprés l'insertion du dispositif d'antiparasitage mesurées au
niveau des sorties

Note 1 a l'article: Lorsqu'elle est mesurée en décibels, la perte d'insertion est 20 fois le logarithme décimal du
rapport indiqué.

1.5.16

courant assigné des conducteurs, <condensateur de traversée>

courant maximal admissible traversant les conducteurs du condensateur a la température
assignée pendant un fonctionnement continu

1.5.17
fréquence de résonance principale, <condensateur a deux bornes>
plus pelttjite fréquence a laquelle I'impédance du condensateur est minimale lorsqu'une fension
sinusoidale est appliquée

1.5.18
tension de choc
tension| transitoire périodique d'une forme d'onde définie comme <cela est décrit dans la
CEI 60060-1

1.5.19
inflammabilité passive
aptitudé d’un condensateur a brdler avec une flammépar suite de I'application d’'une(source
de chaleur externe

1.5.20
inflammabilité active
aptitudé d’un condensateur a brller avec the flamme par suite d'une charge électrique

1.6 Marquage

Voir la CEI 60384-1:2008, 2.4 avec les détails suivants.

Les infprmations fourniesspar le marquage sont normalement choisies dans la liste syivante;
I'imporfance relative de '‘chaque élément est indiquée par sa position dans la liste:
a) le phom du fabricant ou la marque de fabrique;

b) la |[désignation du modéle par le fabricant ou la désignation du type donnée dans la
spgcification particuliére;

c) la ¢lasse et la sous-classe de condensateur;

d) la marque d'approbation reconnue,
e) la ou les capacités nominales et la résistance nominale;

f) latension assignée et la nature de I'alimentation (la tension alternative peut étre indiquée

par le symbole ~ (CEI 60417-5032:2002) et la tension continue par ~~~ (CEI 60417-
5031:2002) ou ——; c.a. et c.c. peuvent étre utilisés respectivement pour la tension
alternative et la tension continue;

g) la méthode de connexion, si nécessaire;
h) le courant assigné du conducteur (dans le cas d'un condensateur de traversée);

i) latolérance sur la capacité assignée si elle est différente de £20 %;
j) la catégorie climatique, suivie d'une lettre indiquant la catégorie d'inflammabilité passive;

k) la température assignée;
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[) I'année et le mois (ou semaine) de fabrication;

m) la référence a la spécification particuliére.

1.6.1

Marquage des condensateurs

Les éléments a), b) et c), mais aussi d), e) et f) si ces derniers ne sont pas impliqués par b),
doivent étre clairement marqués sur le condensateur, ainsi que les autres éléments s’ils sont
jugés nécessaires par le fabricant. Le marquage doit permettre une identification claire du
composant.

NOTE Se reporter a I'Annexe F pour les composants pour montage en surface.

0-0434

Il est :IIecommande dimprimer une marque de précaution sur Ta carte de circuif, imprimé

lorsqu’
(2004-(

Cette n
les red

1.6.2

L’emballage contenant le ou les condensateurs doit comporter{yn marquage clair in
les informations énumérées ci-dessus. Des approbations nationales peuvent étre
indiquées par des lettres pour remplacer les marques d'approbation.

toutes

1.6.3

Tout au

1.7 ¢
1.71

Les co

fonction de la tension de créte-'des chocs superposée a la tension d'alimentation aux|

ils peu
tombe
ou par

n composant de sécurité est monté. La marque de précaution doit étre ISO 00
1). La marque est un triangle équilatéral contenant un point d'exclamation;

harque de précaution est présentée dans la CEI 60065:2001, 5.3., Il convient
bndances sur le marquage du condensateur.

Marquage de I’emballage

Marquage supplémentaire

tre marquage doit étre appliqué de telle sorte qu’il ne porte pas a confusion.

Classification des condensateurs de classe X et de classe Y

Classification des condensateurs de classe X

ent étre soumis en service. De tels chocs peuvent étre engendrés par la fou
sur des lignes extérieures, par des commutations dans des équipements du voi
Hes commutations dans I'équipement dans lequel le condensateur est utilisé.

Tableau 1 — Classification des condensateurs de classe X

d’éviter

diquant

ndensateurs de classe X-“sont divisés en deux sous-classes (voir Tableay 1) en

quelles
dre qui
sinage,

bus- Tension de choc de Application Tension de choc de créte

hsse créte en service L, .
Up appliquée avant un essai d'endur;

Ance

K1 >2.5 kV Application pour Quand Cy, < 1.0 uF

hautes impulsions
<4,0 kV Up = 4 kV

Quand Cy > 1,0 uF

U=t inkv

X2 <2,5 kV Usage geénéral Quand Cy < 1,0 uF

Up = 2,5 kV
Quand Cy > 1,0 uF

Up :L in kV
Cn

10°F
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Les condensateurs X1 peuvent étre remplacés par des condensateurs Y2 ou Y1 de tension assignée Ug
égale ou supérieure. Les condensateurs X2 peuvent étre remplacés par des condensateurs X1, Y2 ou Y1
de tension assignée Uy €gale ou supérieure.

NOTE 1

NOTE 2 La CEI 60664-1 donne les catégories de surtension liées a une tension de choc assignée et a
une tension d'alimentation assignée.

Le facteur utilisé pour la réduction de Up pour les capacités supérieures a 1,0 uF maintient
0,5 x CyUp? constant pour ces capacités; Cy est en F.

1.7.2 Classification des condensateurs de classe Y
Les copdensateurs de classe Y sont encore divisés en trois sous-classes: Y1,,Y2|et Y4,
commelindiqué dans le Tableau 2.
Tableau 2 - Classification des condensateurs de classe Y
Sousiclasse Type d’isolation en pont Gamme de tensions Ten'sion de choc de créte
assignées L .
Upappliquée avant un essai
d'endurance
1 Double isolation ou isolation <500 V Up = 8,0 kV
renforcée
2 Isolation principale ou isolation >150 V Quand Cy < 1,0 pF
supplémentaire <
pp <500V Up = 5 kV
Quand C\> 1,0 uF
5
Up = ———=kV|
G
10°°F
4 Isolation principale ou isalation <150 V Up =2,5kV
supplémentaire
Les condensateurs Y2 peuvent étre remplacés par des condensateurs Y1 de tension assignée Uy égple ou
supéripure.
NOTE|1 Les définitions diisglation principale, supplémentaire, double et renforcée sont données dans la
CEl 61140.
NOTE| 2 Le facteur. utilisé pour la réduction de Up pour les capacités supérieures a 1,0 uF malintient
0,5 x €\Up? constant-pour ces capacités; Cy est en F.
NOTE|3 La<CGElI 60664-1 donne les catégories de surtension liées a une tension de choc assignée et(a une
tensioh d'alimentation assignée.

Le boitier d'un condensateur Y1 ne doit pas contenir d'autres composants.

Des ensembles, tels que des condensateurs de contournement connectés en T ou en triangle,
peuvent étre construits a partir de condensateurs Y ou de condensateurs X, a condition que
ces condensateurs satisfassent aux exigences des sous-classes X et Y applicables.

Un condensateur Y peut relier en pont une isolation principale. Un condensateur Y peut relier
en pont une isolation supplémentaire. Si une isolation principale combinée a une isolation
supplémentaire sont reliées par au moins deux condensateurs Y2 ou Y4 en série, ils doivent
appartenir aux mémes classes et sous-classes, avoir la méme tension assignée et avoir la
méme valeur de capacité nominale.
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2 Valeurs assignées et caractéristiques préférentielles

2.1 Caractéristiques préférentielles

Les valeurs données dans les spécifications particulieres doivent étre choisies de préférence
parmi celles présentées ci-dessous.

211 Catégories climatiques préférentielles

Les condensateurs couverts par la présente spécification sont classés en catégories
climatiques selon les régles générales données dans la CEl 60068-1:1988, Annexe A.

Les températures minimale et maximale de catégorie et la durée de chaleur humidg, essai
continu), doivent étre sélectionnées dans la liste ci-dessous:

— température minimale de catégorie: -65 °C, =55 °C, —40 °C, -25 °C et)=10 °C;
— temjpérature maximale de catégorie: +85 °C, +100 °C, +105 °C, +125 °C et +15p °C;
— dur¢e de chaleur humide, essai continu: 21 et 56 jours.

Les séyérités pour les essais a froid et en chaleur séche sont les températures minimale et
maximgle de catégorie respectivement.

La CEI[60940 donne des conseils sur 'application des catégories décrites ci-dessus.

2.2 VYaleurs assignées préférentielles
221 Capacité nominale (Cy)

Les valeurs préférentielles de capacité nominale sont:
1, 1,51 2,2, 3,3, 4,7, 6,8 etleurs multiples décimaux.

Ces vigleurs sont conformes a (a série E6 de valeurs préférentielles données dans la
CEI 60063.

2.2.2 Tolérance sur lacapacité nominale

La tolétance maximale-pour la capacité nominale est £20 %.

2.2.3 Tension assignée (Ug)

Les vajeurs_préférentielles de tension assignée sont 125V, 250V, 275 V, 400V, 440 V,
500 V, [r60V et 1 000 V.

Il convient de choisir les condensateurs d'antiparasitage de telle sorte que leur tension
assignée soit supérieure ou égale a la tension nominale du systéme d'alimentation auquel ils
sont connectés. Il convient que la conception des condensateurs tienne compte de la
possibilité que la tension du systéme puisse augmenter jusqu'a dépasser de 10 % sa tension
nominale. Dans une connexion en étoile, il faut calculer la tension maximale sur les
condensateurs dans le cas le plus défavorable quand on considére les tolérances sur les
capacités nominales des condensateurs utilisés.

2.2.4 Résistance nominale (Ry)

Les valeurs préférentielles de résistance nominale doivent étre choisies dans la série E6 de la
CEI 60063.
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2.2.5 Température assignée

La température assignée des condensateurs de traversée et les unités RC en série ne doit
pas étre inférieure a +40 °C.

2.2.6 Inflammabilité passive

La catégorie préférentielle d'inflammabilité passive autorisée est la catégorie B (voir 4.17). Si
la catégorie C est utilisée, il faut que cela fasse I'objet d'un accord entre le fournisseur du
composant et le client. Voir également 4.17 pour des essais alternatifs d'inflammabilité
passive.

Dérogaltion: pour les composants dont le volume est inférieur a 1750 mm?, la catégorie C
d'inflamimabilité passive est autorisée.

Les calégories d'inflammabilité passive supérieures a la catégorie C peuvent nécessIer des
additifs] ignifuges qui peuvent étre considérés comme ayant des, incidencg¢s sur
I'environnement. Il convient que ces catégories soient soumises a régociation ertre les
fabricants et les clients pour trouver un compromis entre les exigences _environnementales et
les exigences de sécurité.

2.3 Exigences sur les manchons, les bandes, les tubes et.Fisolation des fils

Les manchons, les bandes, les tubes et l'isolation des/fils utilisés dans les composants
conformes a la présente Norme doivent étre assignés pour la tension impliquée et la
tempérpture atteinte dans n'importe quelle condition d'utilisation réelle. lls doivent étre
ignifuggs conformément a la classe VW1.

Si des| bornes isolées sont requises, il coqvient que les couleurs préférentielles| soient
transpgrentes ou blanches.

3 Procédures d'évaluation

3.1 Etape initiale de fabrication

Pour lels condensateurs enroulés; I’étape initiale de fabrication est I'’enroulement de I'élément
capacitff. Pour les coéndensateurs en céramique monocouche, ['étape initiale |est la
métalligation du diélectrique pour former les électrodes. Pour les condensateurs fixes en
céramique multicouches, I'étape initiale est le premier allumage commun de I'ensemble
diélectique-électrode. Pour les autres types de condensateur, I'étape initiale doit [étre la
méme que celle.donnée dans la spécification intermédiaire pour le diélectrique utilisé.

3.2 omposants de structure similaire

Les condensateurs considérés comme ayant une structure similaire sont des condensateurs
produits essentiellement a partir de matériaux et processus similaires, bien que leurs tailles
de boitier et leurs valeurs de capacité puissent étre différentes, mais leur classe et leur
tension assignée sont les mémes.

3.3 Enregistrements certifiés de lots livrés

Les informations exigées dans I'Article Q.9 de la CEIl 60384-1:2008 doivent étre rendues
disponibles, lorsqu’elles sont spécifiées dans la spécification particuliére et lorsqu’elles sont
demandées par un client. Aprés I'essai d’endurance, les parameétres pour lesquels des
informations variables sont exigées sont la variation de capacité, la variation de résistance
(pour les unités RC), tan ¢ et la résistance d’isolement.
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3.4 Essais d'approbation
3.4.1 Essais d'approbation de sécurité uniquement

Les Tableaux 3 et 6 forment un programme limité aux essais portant uniquement sur les
exigences de sécurité. Le programme a utiliser pour I'approbation d'essais de sécurité
uniquement est basé sur des tailles d'échantillons fixes comme cela est présenté en 3.4.3 et
au Tableau 3 de la présente Norme. Avant d'effectuer les essais d'approbation, il est
nécessaire de soumettre a l'organisme de certification une déclaration de conception (voir
I'Annexe D) qui enregistre les données essentielles et les détails de conception de base des
condensateurs a approuver.

3.4.2 —Homotogation

Les Tableaux 4, 5 et 7 doivent étre utilisés quand une homologation est demandée:

Les prdcédures pour les essais d'homologation sont données dans la spécification générique,
CEI 60B84-1:2008, Article Q.5, dans laquelle Q.5.3a) se rapporte a des inspections lof| par lot
et péripdiques. Les programmes a utiliser pour les essais d’homologation sur la base des
inspectjons lot par lot et périodiques sont présentés en 3.5 et au Tableau 8 de la présente
spécifigation. Le programme a utiliser pour les essais d'homologation sur la base d¢g tailles
d'échantillons fixes conformément a la CEI 60384-1:2008, Q.5/3b) est présenté en 3.4.3 et
aux Tableaux 4 et 5 de la présente Norme. Pour les. déux procédures, les| tailles
d'échantillons et le nombre d'éléments non-conformes, admissibles doivent étre |d'ordre
compaifable. Les conditions d’essai et les exigences doivent étre les mémes. L'homolpgation
selon I¢s tailles d'échantillons fixes des Tableaux 4 et/5'est préférée.

3.4.3 Homologation basée sur la procédure avec une taille d'échantillon fixe
3.4.3.1 Echantillonnage

Les copdensateurs de chaque technologi€, tension assignée, classe et sous-classe {doivent
étre homologués séparément. Le nombre total de condensateurs de chaque tension agsignée
dans chaque groupe est donné dans les Tableaux 3, 4 et 5. Pour les condensateurs a
plusieurs sections contenant des €léments de différentes classes et pour des condengateurs
de traversée, un nombre supérieur est nécessaire comme cela est indiqué.

L'échantillon doit conteniftdes nombres égaux de spécimens des valeurs les plus éleyées et
les plu$ basses de capacité dans la gamme a homologuer, sauf pour I'essai d'inflammabilité
passivg de 4.17 et lessai d'inflammabilité active de 4.18. Pour l'essai d'inflammabilité
passivg, les réglestd'échantillonnage de 4.17, de la note d) du Tableau 3 et de la notg h) du
Tableay 4 doivent étre suivies. Pour I'essai d'inflammabilité active, les |régles
d'échantillonnage de 4.18 doivent étre suivies. Pour les unités RC, I'échantillon ayant les plus
grandep valeurs de capacité et I'échantillon ayant les plus petites valeurs de capacité doivent
contenifr~ehacun, dans la mesure du possible, un nombre égal de résistances de [a plus
grande i SS1 2 ; squ'une
seule valeur de capacité est impliquée, tous les condensateurs comme indiqué dans les
Tableaux 3, 4 et 5 doivent étre soumis aux essais.

Les spécimens de rechange sont permis selon les modalités suivantes:

a) un par valeur de capacité qui peut étre utilisé pour remplacer un élément non conforme
autorisé dans le Groupe 0;

b) le reste des spécimens de rechange peut étre exigé, s'il est nécessaire, pour répéter
n'importe quel essai selon les dispositions de la note a) du Tableau 3 ou du Tableau 4.

Les nombres donnés dans le Groupe 0 supposent que tous les sous-groupes s'appliquent. Si
ce n’est pas le cas, les nombres peuvent étre réduits en conséquence.
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Lorsque des groupes supplémentaires sont ajoutés au programme d’essai d’homologation, le
nombre de spécimens exigé pour le Groupe 0 doit se voir ajouter le nombre exigé pour les
groupes supplémentaires.

Les Tableaux 3, 4 et 5 donnent le nombre de spécimens a soumettre a un essai dans chaque
groupe ou sous-groupe et le nombre admissible d’éléments non conformes pour chaque cas.

Lorsqu'une gamme de condensateurs en céramique a homologuer est composée de
différentes caractéristiques (ou coefficients) de température ou lorsqu'une gamme de
condensateurs utilise des matériaux sensiblement différents, les échantillons pour les
Groupes 2, 3 et 7 doivent contenir la quantité spécifié¢e de spécimens pour chaque
caractéristique (ou coefficient) de température ou aroupe de matériaux diélectriques comme
spécifig ci-dessous:

Groupd A: matériaux avec constante diélectrique ¢, < 500
Groupd B: matériaux avec constante diélectrique 500 < ¢, < 5 000

Groupd C: matériaux avec constante diélectrique ¢, > 5 000
3.4.3.2 Essais

Une dgs séries complétes des essais indiqués dans les Tableaux’3, 4 ou 5 est exigge pour
I'approbation des condensateurs d'une seule tension assignée ‘couverts par une spécification
particuliere. Les essais de chaque groupe doivent étre effectues dans I'ordre indiqué.

La totalité de I'échantillon doit étre soumise aux essais’du Groupe 0, puis divisée pour les
autres groupes.

Un spécimen considéré comme non conforme™pendant les essais du Groupe 0 ne doit pas
étre utilisé pour les autres groupes.

On confsidere "un élément non conformé" lorsqu’un condensateur ne satisfait pas a la|totalité
ou a urje partie des essais d’un groupe-

L'apprdbation est accordée lorsque le nombre de non-conformités est zéro.

Des prlogrammes d'essaivavec une taille d'échantillon fixe pour des essais de gécurité
uniquement sont indiques’dans les Tableaux 3, 5 et 6, et pour I'homologation de la sécurité et
des pgrformances ‘dans les Tableaux 4, 5 et 7. Les Tableaux 3, 4 ou 5 inclugnt les
informdtions détaillées relatives a [I'échantillonnage et aux éléments non conformes
admissjbles pour* les différents essais ou groupes d’essais. Le Tableau 6 ou 7|et les
informdtions.détaillées sur I'essai contenu dans I'Article 4, présentent un résumé complet des
conditipns d’essai et des exigences de performances et indiquent quand il faut choisir des
meéthodes'ou des conditions d’essai dans la spécification particuliére.

Il convient que les conditions d’essai et les exigences de performances pour le programme
d’essai avec une taille d'échantillon fixe soient identiques a celles spécifiées dans la
spécification particuliére pour le contréle de conformité de la qualité.
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Tableau 3 - Plan d'échantillonnage — Essais sur les exigences de sécurité uniquement

Nombre de Nombre permis
Groupe Essai de la présente - conformes par tension
Norme par‘ten’smn assignée et sous-classe
assignée et
sous-classe Par groupe
Examen visuel 4.1 28 + 12bJr 0
Capacité 422 6+
Résistance 4.2.4 6 a 18d
0
Tension de tenue 4.2.1 +24
Résistance d’isolement 4.2.5
Composants de rechange 14 +6°
Lignes de fuite et distances 411
d’isolement
Robustesse des sorties 4.3 6 o°
1A Résistance a la chaleur de 4.4
brasage
Résistance du marquage au 4.20
solvant
2 Chaleur humide, essai continu 4.12 10 0’
Tension de choc 4.13
Endurance 4.14
b
3 Classe X et unités RC 444.3 12
b
Classe Y et unités RC 4:14.4 12 0°
De traversée’ 4.14.5 6
d
6 Inflammabilité passive 417 6a18
Inflammabilité active 4.18 24
Les essgis du Groupe 0 peuvent étre effectués dans tout ordre pratique, sauf pour les condensatgqurs en
céramiqule dont la capacité doit étre mesurée en premier lieu.
@ Si un| élément non confdrme est présent, tous les essais du groupe doivent étre répétés sur un|nouvel
échantillon et aucun autrejélément non conforme n'est permis.
® Si des condensateurs™a plusieurs sections constitués de condensateurs X et de condensateurs Y |[sont a
soune‘[ettre aux essais, 12 spécimens doivent étre prélevés pour les essais sur les condensateurs X et 12
autrep spécimens, pour les essais sur les condensateurs Y.
¢ Condgnsateurs supplémentaires si des condensateurs de traversée sont soumis a I'essai.
4 Voir la rfoteh du Tableau 4.
¢ L'atteltiom estattirée sur t*option consistant & effectuer U essar Combing e tension et e courant,_ comme

cela est spécifié en 4.14.6.
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Tableau 4 - Plan d'échantillonnage — Homologation des essais de sécurité
et de performances — Niveau d'assurance DZ

Nombre de Nombre permis d'éléments
spécimens non-conformes par tension
. Paragraphe de la | soumis a essai assignée et sous-classe
Groupe Essai présente Norme par tension
L Par groupe
assignée et sous-
classe DZ
Examen visuel 4.1 50 + 12d +
Dimensions (calibrage) 4.1 6+
Capacité 4.2.2 6a18"
0 Résistance 4.2.4 +24 F
Tangente de I'angle de perteg 4.2.3
Tension de tenue 4.2.1
Résistance d’isolement 4.2.5
Composants de rechange 20
Dimensions (détail) 4.1
Robustesse des sorties 4.3 6 0°
1/ Résistance a la chaleur de 4.4
brasage
Résistance au solvant des 4.19
composants
Brasabilité 4.5
Résistance du marquage au
solvant 4.20 s
3 Variations rapides de température 4.6 12 0
Vibrations 4.7
Secousses ou chocsf 4:8 ou 4.9
Etanchéité des boitiers * 4.10
1 i . . 18 0
Séquence climatique 4.11
2 Chaleur humide, essai continu 4.12 10 0
Tension de choc 4.13
Endurance 4.14
3 Classe X et unités.R€ 4.14.3 12d 0’
Classe Y et unités-RC 4.14.4 12d
De traversgé' 4.14.5 6°
Charge €t déchargeb 4.15 6 0
Caracteristiques_des fréquences 4.16 4 0°
radioglectriques
Inflammabilité passive 4.17 6a18 0
tftammmabititéactive 418 2% V)

Les essais du Groupe 0 peuvent étre effectués dans tout ordre pratique, sauf pour les condensateurs en céramique
dont la capacité doit étre mesurée en premier lieu.

® Si un élément non conforme est présent, tous les essais du groupe doivent étre répétés sur un nouvel
échantillon et aucun autre élément non conforme n'est permis.

Le cas échéant.

Si exigé dans la spécification particuliere.

Si des condensateurs a plusieurs sections constitués de condensateurs X et de condensateurs Y sont a
soumettre aux essais, 12 spécimens doivent étre prélevés pour les essais sur les condensateurs X et 12 autres
spécimens pour les essais sur les condensateurs Y.

Condensateurs supplémentaires si des condensateurs de traversée sont soumis a l'essai.
Ce qui est spécifié dans la spécification particuliere.

Non exigé pour les unités RC, ou pour les condensateurs autres que ceux construits a partir d'un film métallisé
ou d'un papier métallisé.

La plus petite taille, une taille moyenne (dans le cas de plus de quatre tailles de boitier) et la plus grande des
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tailles de bofitier doivent étre soumises a I'essai. Pour chaque taille de boftier, trois spécimens de la capacité
maximale et trois spécimens de la capacité minimale doivent étre soumis aux essais, soit six spécimens par taille
de boitier.

L'attention est attirée sur I'option consistant a effectuer un essai combiné en tension et en courant, comme cela
est spécifié en 4.14.6.

Tableau 5 — Programme d'essai et plan d'échantillonnage pour les essais lot par lot

Essais de sécurité uniquement

Groupe Numéro d'Article et essai suivant Niveau d'inspection Critére d’acceptation
I'Article 4 de la présente norme IL
A0 4.2.2 Capacité
a b
4.2.4 Résistance 100 %

d
4.2.1 Tension de tenue

A1 4.1 Examen visuel S-4 0

c
Dimensions

4.2.5 Résistance d'isolement (Essai A) | 0

Les essdis du Groupe A0 et du Groupe A2 peuvent étre effectués danstout ordre pratique, sauf|pour les
condensdteurs en céramique dont il faut mesurer la capacité en premier lieu.

Il convier

t de choisir des tailles d'échantillons correspondant aux niyeaux d'inspection dans le Tableap 1 de la
CEI 6119B-2.

# Le ca$ échéant.

P Peut gtre effectué comme un essai de fin de ligne.

¢ Cet epsai peut étre remplacé par un essai en prodiction si le fabricant installe un SPC sur les megures des
dimensions ou un autre mécanisme permettant d’éviter que les piéces ne dépassent les limites.

L'essgi de tension de tenue doit étre combiné.avec une méthode de surveillance appropriée pour défecter les
défaufs de la résistance d'isolement.

Homologation — Niveau d'assurance DZ

Groupe Numéro d'Article~ét essai suivant Niveau d'inspection Critéere
I'Article 4 de la présente Norme IL d’acceptation e
A1 4.1 Examen visuel S-4 0
4.1 Dimensions (calibrage)

A2 4.2.2 Capacité
4.2.4 “Résistance ?

4,23 ) Tangente de l'angle de perte (condensateurs 0
métallisés et en céramique uniquement)

4.2.1 Tenue en tension (Essai A)

4.2.5 Résistance d'isolement (Essai A)

B1 4.5 Brasabilité * S-3 0

Le cas échéant.

Si un élément non conforme est présent, tous les essais du groupe doivent étre répétés sur un nouvel
échantillon et aucun autre élément non conforme n'est permis.



https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

— 90 -

60384-14 © CEI:2013

Tableau 6 — Programme d’essai pour les essais de sécurité uniquement (7 de 2)

Numéro de paragraphe et essai ® Conditions d’essai ? nete® Exigences de performances
Groupe 0 Non destructif Voir
Tableau 3
4.1 Examen visuel Aucun dommage visible
Marquage visible
4.2.2 Capacité Selon les tolérances
spécifiées
4.2.4 Résistance (le cas Selon les tolérances
e’r*\énnf) :pénific’-n:
4.2.1 Tension de tenue Méthode: .. Ni claquage nj-amorgage
permanent
4.2.5 R{sistance d'isolement Méthode: ... Comme,dans le Tableau 11
Groupe 1A Destructif Voir
Tableau 3
4.1.1 Lignes de fuite et Comme en 4.1.1.
digtances d’isolement
4.3 Rdbustesse des sorties Sévérité: se reporter a la Aucun dommage visiple
spécification particuliére
4.4 Rdsistance a la chaleur de Pas de préséchage
brasage (le cas échéant) La méthode 1 est indiquée dans
la spécification particuliére
4.20 R4sistance du marquage Solvant: ... Marquage lisible
au| solvant Température du solvant: ...
Méthode 1
Matériau de polissage: coton
hydrophile
Reprise: .
4.4.2 Mgsures finales Examen visuel Aucun dommage visiple
Capacité Voir Tableau 13
Résistance (le cas échéant) Voir Tableau 13
Groupe 2 Destructif Voir
Tableau 3

4,12 CHaleuf humide, essai
coptind

4.12.1 Mesures initiales

4.12.2 Conditions d'essai

4.12.3 Inspection et mesures
finales

Groupe 0 mesures a utiliser

Condensateurs en céramique: la
moitié de I'échantillon avec Ug

appliquée; I'autre moitié sans
tension appliquée

Autres condensateurs: aucune

tension appliquée

Examen visuel

Capacité
Résistance (le cas échéant)
Tension de tenue

Résistance d’isolement

Aucun dommage visible
Marquage visible

Voir Tableau 15
Voir Tableau 15
Voir Tableau 15
Voir Tableau 15
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Tableau 6 (2 de 2)

Numéro de paragraphe et essai ® Conditions d’essai ? nete® Exigences de performances
Groupe 3 Destructif Voir
Tableau 3
4.13.1 Mesures initiales Groupe 0 mesures a utiliser
4.13 Tension de choc 3 impulsions, onde compléete Voir 4.13.2 et 4.13.3
Tension de créte: voir Tableau 1
et Tableau 2
4.14  Endurance Durée: 1 000 h
Tension, courant et température:
voir 4.14.3, 4.14.4, 4.14.5 et
4.14.6
4.14.7 |Mesures finales Examen visuel Aucun dommage Yisible
Marquage visible
Capacité Voir Tableau 16
Résistance (le cas échéant) Voir Tableau 16
Tension de tenue Voir Tableau 16
Résistance d’isolement Voir Tableau 16
Groupé¢ 6 Destructif Voir
Tableau 3
4.17 [Inflammabilité passive Voir 4.17.1.
Groupé¢ 7 Destructif Voir
Tableau 3
4.18 [Inflammabilité active Voir 4.18.4.

Les esgais du Groupe 0 peuvent étre efféectués dans tout ordre pratique, sauf pour les condensateurs gn céramique
dont lajcapacité doit étre mesurée €n premier lieu.

a

b

c

Les|numéros des paragraphes des exigences et des conditions d'essai font référence a I’Article 4.

n =[nombre de spécimens,)c = nombre d’éléments non conformes admissibles.

Lorgque, pour un cendensateur en céramique, une mesure précise de dérive de capacité est exigéeg, il convient
d'effectuer un préconditionnement conformément a I'Annexe G selon les conseils du fabricant.
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Tableau 7 — Programme d'essai pour I'homologation des essais de sécurité
et de performances — Niveau d’assurance DZ (1 de 4)

Numéro de paragraphe et essai ? Conditions d’essai 2 netc® Exigences de
performances 2
Groupe 0 Non destructif Voir
Tableau 4
4.1 Examen visuel Aucun dommage visible
Marquage lisible et
comme spécifié dans la
spécification particuliére
4.1 Dimensions (calibrage) Se reporter a la
specification particuliére
4.2.2 Capacité Selon les.tolérances
spécifiées
4.2.4 Répistance (le cas échéant) Seloncles tolérances
specifiees
4.2.3 Tapgente de I'angle de perte | Fréquence: ... Se reporter a la
(cqndensateurs métallisés et spécification particuliére
en|céramique uniquement)
4.2.1 Tepsion de tenue Méthode: ... Ni claquage nifamorgage
permanent
4.2.5 Réfsistance d'isolement Méthode: ... Voir Tableau 1P
Groupe 1lA Destructif Voir
Tableau 4

4.1 Di

mensions (détail)

4.3 Ropustesse des sorties

4.4 Résistance a la chaleur de
brgsage (le cas échéant)

Résistance au solvant des
composants (le cas échéant)

4.4.2 Mgsures finales

Sévérité: se reporter a la
spécification particuliére

Pas de préséchage
La méthode™ est indiquée dans la
spécifieation particuliére

Solvant: ...
Température du solvant: ...
Méthode 2

Reprise: ...
Examen visuel
Capacité

Résistance (le cas échéant)

Se reporter a |4
spécification particuliére
et au Tableau 9

Aucun dommage visible

Se reporter a |4
spécification particuliére

Aucun dommage visible

Voir Tableau 1

o

Voir Tableau 1
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Tableau 7 (2 de 4)

Numéro de paragraphe et essai ? Conditions d’essai 2 netc® Exigences de
performances 2
Groupe 1B Destructif Voir
Tableau 4

4.5 Brasabilité (le cas échéant)

Sans vieillissement
La méthode est indiquée dans la
spécification particuliére

Qualité de I'étamage,
mise en évidence par
I’écoulement libre de la
brasure avec un
mouillage correct des
sorties ou bien la
soudure doit s’écouler

4.20 Répistance du marquage au
solvant

4.6 Variations rapides de
température

4.6.1 Mgsures finales

4.7 Viration

4.7.2 Ingpection finale

4.8 Vilyration

ou

4.9 Chpc

4.8.2 Mgsures finales

ou

4.9.2

Solvant: ...

Température du solvant: ...
Méthode 1

Matériau de polissage: coton
hydrophile

Reprise: ...

Tp = Température minimale de
catégorie
Ty = Température maximale de
catégorie

Cing cycles
Durée t; = 30 min

Examen visuel

Pour la méthode de montage et la
séveérité: se reporter a la
spécification particuliére

Examen visuel

Pour la méthode de montage et la
sévérité: se\reporter a la
spécification particuliére

Examen visuel

Capacité

Résistance (le cas échéant)

en 3 s, selon,le

Marquage_lisib

Aucun dommag

Aucun dommag

Aucun dommag

Se reporter a 4
4.9.2 de cette
spécification.

Voir Tableau 1

cas

[¢)

e visible

e visible

e visible

.8.2 ou
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Numéro de paragraphe et essai ? Conditions d’essai 2 netc® Exigences de
performances 2
Groupe 1 Destructif Voir
Tableau 4
4.10 Etanchéité des boitiers (le Essai Qc ou essai Qd de la Pas de trace de fuite
cas échéant) CEIl 60068-2-17 comme spécifié
dans la spécification particuliére
4.11 Séquence climatique Mesures faites en 4.4.2, 4.8.2 ou
4.9.2 selon le cas
4.11.1 Mesures initiales Tnmpérahlrn- fnmpérnhlrn
maximale de catégorie
4.11.2 Chileur seche Durée: 16 h
4.11.3 Chlaleur humide, cyclique,
essai Db, premier cycle
4.11.4 Fr¢id Température: température minimale
de catégorie
Durée: 2 h
4.11.5 Chileur humide, cyclique,
essgai Db, cycles restants
4.11.6 Mgsures finales Examen visuel Aucun dommage visible
Marquage visiljle
Capacité Voir Tableau 1#
Résistance (le cas échéant) Voir Tableau 1#
Tan 6 (le cas échéant) Voir Tableau 14
Tension de tenue Voir Tableau 1¢
Résistance d'iselement Voir Tableau 1#
Groupe 2 Destructif Voir
Tableau 4

4.12 Chpleur humide, essai
cofptinu

4.12.1 Mgsures initiales

4.12.2 Conditions d'essai

4.12.3 Mgsures finales

Groupe 0 mesures a utiliser

Condensateurs en céramique: la
moitié de I'échantillon avec Ug
appliquée; I'autre moitié sans
tension appliquée.

Autres condensateurs: aucune
tension appliquée

Examen visuel

Capacité

Aucun dommage visible

Marquage visiljle

Voir Tableau 1p

Résistance (le cas échéant)
Tan ¢ (le cas échéant)
Tension de tenue

Résistance d'isolement

Voir Tableau 15
Voir Tableau 15
Voir Tableau 15
Voir Tableau 15



https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85

60384-14 © CEI:2013

— 905 —

Tableau 7 (4 de 4)

Numéro de paragraphe et essai ? Conditions d’essai 2 netc® Exigences de
performances 2
Groupe 3 Destructif Voir
Tableau 4
4.13.1 Mesures initiales Groupe 0 mesures a utiliser Voir 4.13.2 et 4.13.3
4.13 Tension de choc Nombre de chocs: 24 max.
Tension de créte: ... V,
voir Tableaux 1 et 2
4.14 Endurance Durée: 1 000 h
Tension, courant et température:
voir 4.14.3, 4.14.4, 4145 et 4.14.6
4.14.7 Mgsures finales Examen visuel Aucuncdommage visible
Marguage visiljle
Capacité VoirTableau 1p
Résistance (le cas échéant) Voir Tableau 1p
Tan 6 (le cas échéant) Voir Tableau 1p
Tension de tenue Voir Tableau 1p
Résistance d'isolement Voir Tableau 1p
Groupe 4 Destructif Voir
Tableau 4
4.15 Chiarge et décharge Uniquement pour les condensateurs
métallisés, les condensatelrs en
céramique et les unitési RC utilisant
de tels condensateurs;
4.15.1 Mgsures initiales Les mesures du Groupe 0 peuvent
étre utilisées, sivles conditions de
mesure sont [es mémes que celles
exigées pour 'cet essai; de plus,
sauf dansyle cas des unités RC, tan
4 doit étre mesurée a:
10 kHZ pour Cy < 1 uF
1°KHz pour Cy > 1 pF
4.15.3 Mgsures finales Capacité Voir Tableau 1§
Tan ¢ a la méme fréquence que la Voir Tableau 1y
mesure initiale (sauf pour les unités
RC)
Résistance (le cas échéant) Voir Tableau 1§
Résistance d’isolement Voir Tableau 1§
Groupe 5 Non-destructif Voir Se reporter a la
/o ) e L o Tableau 4 spécification particuliére
4.16 Cakactéristioues—des Sila-spécificationparticuliore
fréquences radioélectriques I’exige; voir la spécification
particuliére pour la méthode de
mesure
Groupe 6 Destructif Voir Voir 4.17.1.
Tableau 4
4.17 Inflammabilité passive
Groupe 7 Destructif Voir Voir 4.18.4.
—_ . Tableau 4
4.18 Inflammabilité active

Les essais du Groupe 0 peuvent étre effectués dans tout ordre pratique, sauf pour les condensateurs en céramique
dont la capacité doit étre mesurée en premier lieu.

a8 Les numéros des paragraphes des exigences et des conditions d'essai font référence a I’Article 4.

b

n = nombre de spécimens, ¢ = nombre d’éléments non conformes admissibles.

¢ Lorsque, pour un condensateur en céramique, une mesure précise de dérive de capacité est exigée, il convient
d'effectuer un préconditionnement conformément a I'Annexe G selon les conseils du fabricant.
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3.5 Controle de conformité de la qualité

Avant la soumission au contréle de conformité de la qualité, un essai approprié de la tension
de tenue a 100 % entre les bornes conformément au Tableau 10 doit étre réalisé.

Les détails de cet essai doivent étre la prérogative du fabricant, mais le temps ne doit pas
étre inférieur a 1 s.

Si I'essai est effectué dans une période de temps comprise entre 1 s et 2 s, la tension du
Tableau 10 doit étre augmentée jusqu'a des valeurs au-dessus de la courbe B de la Figure 6.

1,6
1,5
<t
8
o 14
“©
?
€ 1,3
o
£
3 12
C
% Courbe B
£ 11
[]
S
()
©
o 10
©
9 095
3
0,9
0,85
0,8
1,0 &9 12 13 14 15 16 17 1,8 1,920
IEC 1321/13
Figure 6 — Durée d’essai(s)
Si une| tension continue d'essai est utilisée au lieu d'une tension alternative pdur des
condenfsateurs /<elle ne doit pas étre inférieure a 1,5 fois la tension alternative d'egsai du
Tableal 10 et'étre augmentée jusqu'a des valeurs au-dessus de la courbe B de la Figufe 6.
Tous lgs éléments non conformes doivent étre retirés du lot avant les essais lot par lot.

3.51 Formation des lots d’inspection
3.5.1.1 Inspection des Groupes A et B

Ces essais doivent étre effectués lot par lot conformément au Tableau 8.

Un fabricant peut répartir la production actuelle en lots d’inspection soumis aux moyens de
protection suivants:
a) le lot d'inspection doit étre constitué de condensateurs de structure similaire (voir 3.2);

b) I'échantillon soumis a essai doit étre représentatif des valeurs et des dimensions
présentes dans le lot I'inspection:

1) par rapport a leur nombre;
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2) avec un minimum de cinq pour chaque valeurs;

c) si I'échantillon contient moins de cinqg pour chaque valeurs, le prélevement des
échantillons doit faire I'objet d’'un accord entre le fabricant et I'organisme de certification.

Pour des essais du Groupe A, le lot d'inspection doit étre constitué de composants de méme
tension assignée, de méme classe et de méme sous-classe et il doit étre prélevé dans un lot
de production continu.

Aucun élément non conforme n'est autorisé pour des condensateurs de classe Y dans l'essai
de tension de tenue.

e—eonstitue—de—coempesants—produits

Pour d-\o aescaic du Cratina D 1o 1o
PO CooTuro Uu—oTouUpC1O, 1T 10

1
par deq processus et des matériaux si

3 &
)
(0]
o
D O
=)
>
o
>
(9]
=
o
=}
o
(0]
=
(/2]
(/2]
4]
O
o
=}
O
(0]
=
=}
(0]

3.5.1.2 Inspection du Groupe C
3.5.1.2|1 Essais d'approbation de sécurité uniquement

Des espais de requalification conformément au Tableau 6 peuvent étré\exigés par I'orgfnisme
de certfffication en cas de modification de la conception déclarée.comme cela est ingiqué a
I'Annexe D.

L'orgarlisme de certification doit étre informé des intentions(de modification et décider si des
essais fle requalification sont a effectuer.

3.5.1.2(2 Homologation

Ces espais doivent étre effectués périodiguement;

Les éghantillons a soumettre a I'essai* périodique dans le Tableau 8 doivent étre
représegntatifs de la production en cours*des périodes spécifiées et doivent étre def méme
tension| assignée, de méme classe et(de méme sous-classe. Pour les périodes suivantes, les
essais doivent porter sur d’autres tailles de boitier en production pour couvrir toute la gamme
d’apprdbation.

Aucun Elément non confarme ‘n'est autorisé pour des condensateurs de classe Y dans| I'essai
de tendion de tenue.

3.5.2 Programme'd’essai
3.5.21 Programme d’essai pour les essais d'approbation de sécurité uniquement

Le programme pour les essais lot par lot ou les critéres de requalification est présenté gans le
Tableali 5 et a I'Annexe D de la présente spécification

3.5.2.2 Programme d’essai pour I’homologation

Le programme pour les essais lot par lot et pour les essais périodiques pour le contrble de
conformité de la qualité est présenté au Tableau 4 de I'Article 2 de la spécification particuliere
cadre, par exemple, la CEl 60384-14-3.

3.5.3 Livraison différée

En cas de livraison différée, une nouvelle inspection doit étre effectuée a des intervalles ne
dépassant pas trois ans. Si, conformément aux procédures de I'Article Q.10 de la CEIl 60384-
1:2008, une autre inspection est a effectuer, la tension de tenue pour la tension d'essai
appropriée, la capacité, la résistance (le cas échéant) et la résistance d'isolement doivent
étre contrélées comme cela est spécifié dans l'inspection du Groupe A et la brasabilité doit
étre contrélée conformément a l'inspection du Groupe B.
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3.54 Niveau d’assurance

Le niveau d'assurance DZ est utilisé. Voir Tableau 8.

Tableau 8 — Niveau d'assurance

Dz
Sous-groupe d'inspection b IL Critére d’acceptation
A1 S-4 0
A2 | 0
B1 S-3 0
b Dz
Sous-groupe d’inspection
p n cf
6 6 [t
C1A
C1B° 6 12 [t
C1 6 18 [t
Cc2 6 10 [t
C3 ]
Classe X \
Classe Y \ 3 12 ]
. 12 t g
Condensateur de traversée) 6 J
C4
6 6 [t
€5 12 4 d
C6 12 6a18 q
c7 12 24 (

Il convignt de choisir des tailles d'échantillons correspondantsatix niveaux d'inspection dans le Tableau|[ 1 de la
CEIl 611p3-2.

IL est le|niveau d’inspection
p est la périodicité en mois
n est la faille d'échantillon

c est le hombre admissible d’éléments nen 'conformes

® Si up élément non conforme est présent, tous les essais du groupe doivent étre répétés sur url nouvel
échgntillon et aucun autre élément non conforme n'est permis.

Le dontenu des sous-groupes d’inspection est décrit dans I'Article 2 de la spécification particuliéfe cadre
applicable.

Il es{ exigé que les.essais de vibrations, de secousses et de chocs dans ce sous-groupe soient effectliés tous
les 12 mois seulegment.

4 Procédures d’essai et de mesure

Cet articte compléte 1es informations de ta CEl 60384-1:2008, Article 4.

Des essais en tension alternative réalisés a une fréquence comprise entre 50 Hz et 100 Hz
sont considérés valides pour n'importe quelle fréquence nominale comprise entre 50 Hz et
100 Hz. En cas de doute, 50 Hz doit étre la fréquence de référence pour les mesures.

4.1 Examen visuel et controle des dimensions

Voir la CEI 60384-1:2008, 4.4, avec les détails supplémentaires suivants.

411 Lignes de fuite et distances d’isolement

Les lignes de fuite et les distances d'isolement sur I'extérieur du condensateur entre les
parties sous tension de polarité différente ou entre les parties sous tension et un boftier
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métallique ne doivent pas étre inférieures aux valeurs appropriées indiquées dans le
Tableau 9.

Le Tableau 9 est basé sur la CElI 60664-1, mais les normes sur la sécurité des équipements
CEI 60335-1, CEI 60065 et CEI 60950-1 ont également été prises en considération. Il est
possible d’obtenir davantage d’informations dans la CEl 60664-1.

Le Tableau 9 est généré en utilisant les conditions environnementales suivantes comme
directive principale:

Degré de pollution 2, altitude <2 000 m et indice de résistance au cheminement (IRC) des
matérigux=1t60-

Les lighes de fuite inférieures a celles du Tableau 9 peuvent étre utilisées,~si)les| régles
donnégs dans la CEI 60664-1 pour I'IRC des matériaux des composants llautorisent. Une
ligne d¢ fuite doit toujours étre supérieure ou égale a la distance d'isolement'dans ce tableau.
Les nofmes sur les équipements peuvent exiger des distances supérieures a celles dpnnées
ici.

La conformité doit étre contrélée par des mesures conformément aux regles établies fans la
CEI 60664-1 pour les mesures sur l'extérieur du condensateur{ D'autres exigences geuvent
étre nécessaires, par exemple pour des condensateurs destings a étre utilisés dans d'autres
environnements que le degré 2 de pollution (par exemplesdes condensateurs protégés contre
les prdjections et protégés contre les gouttes) ou paur*des condensateurs utilisés| a des
altitudgs supérieures a 2 000 m. Des conseils sont dohnés dans la CEI 60664-1.

Tableau 9 - Lignes de fuite et'distances d’isolement

Points de njesure Tension assignée (valeur efficace)
UR§130V 130V<UR£250V 250V<UR£500V 500V<UR§760V 760 V < JR§1OOOV
Ligne de Distance Ligne de Distance Ligne de Distance Ligne de Distance Ligne de Distance
fuite d'isolem fuite d'isolem fuite d'isolem fuite d'isolement fuite d'isolement
ent ent ent
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Entre des pprties 2,0 1,5 3,0 2,5 4,0 3,0 6,3 55 8,0 55

sous tensioph de

polarité differente
(isolation
fonctionnelle

a

~

Entre des pprties 240 1,5 4,0 3,0 5,0 4.0 6,3 5,5 8,0 7,5
sous tensiop et
d'autres pafties
métalliques|sup
une isolatioh
principale °

Entre des parties 8,0 8,0 8,0 8,0 10,0 8,0 12,6 11,0 16,0 11,0
sous tension et
d'autres parties
métalliques sur
une isolation
renforcée °

NOTE Les valeurs d'isolation renforcée pour des tensions supérieures a 500 V sont données a titre d'information
uniquement. Dans la présente Norme, les condensateurs Y1 sont limités a 500 V.

a

Ces limites doivent étre utilisées pour les mesures entre les bornes d'un condensateur X.

®  Ces limites doivent étre utilisées pour les mesures entre chaque borne et le boitier métallique d'un condensateur X et

pour les mesures entre les bornes ou entre chaque borne et le boitier métallique d'un condensateur Y2 ou Y4.

Ces limites doivent étre utilisées pour les mesures entre les bornes d'un condensateur Y1 (jusqu'a 500 V).
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4.2 Essais électriques

421

Tension de tenue

Voir la CEl 60384-1:2008, 4.6, avec les détails suivants.

4211

Circuit d'essai pour les essais en courant continu

Omettre le condensateur C, si le condensateur en essai, ou une section de celui-ci, est un

film mé

tallisé ou un condensateur en papier métallisé.

Le produit de R4 et (C4 + Cx) doit étre inférieur ou égal a 1 s et supérieur a 0,01 s.

R4 incly
R, doit

4.2.1.2

Lorsqu
tension
et la te

dépasspnt pas 150 V/s. Le temps d'essai doit étre compté @ypartir de l'instant ou la

d'essai
zéro et

Pour de¢s essais lot par lot et a 100 %, la tension‘doit étre appliquée directement a la

d'essai

4213

Les ter
montré
I'homol
essais

a) l'es

b) pou
tel
ess

t la résistance interne de I'alimentation.
limiter le courant de décharge a une valeur inférieure ou égale a 0,05,A:

Circuit et méthode d'essai pour les essais en courant alternatif

une tension a 50/60 Hz est appliquée pour les essais périodiques et d'homolog3
doit étre délivrée par un transformateur alimenté par un,autotransformateur v

est atteinte. A la fin du temps d'essai, la tension«d'essai doit étre réduite a
le condensateur étre déchargé a travers une résistance appropriée.

totale, mais il convient d'éviter les crétestde surtension.

Tension appliquée

sions du Tableau 10 doiventcétre appliquées entre les points de mesure reg
5 au Tableau 3 de la CEI'60384-1:2008 pendant une période de 1 mi
bgation et les essais périodiques et pendant une période inférieure a 1 s p
ot par lot de conformité de la qualité, avec les détails suivants:

5ai selon 2c du Tableau 3 de la CEI 60384-1:2008 ne doit pas étre effectué;

r les unités encapsulées avec un boitier non métallique, un essai de tension d¢
que l'essai_C, doit étre effectué uniquement pour les essais d'homologation
his périodiques;

c) la
la
mé
con

éthode. consistant a appliquer la tension d'essai pour I'essai C doit étre indiqué
pécification particuliére. Pour les essais de qualification, la méthode de la

nsion doit étre augmentée de prés de zéro a la tension”“d'essai selon une pInte ne

tion, la
ariable,

ension
res de

ension

spectifs
n pour
pur les

b tenue
et les

e dans
feuille
ication

Higue donnée en 4.6.2.3.2 de la CEI 60384-1:2008 doit étre utilisée, sauf ing

NOTE Cet essai s'applique seulement aux condensateurs isolés en boitier non métallique ou en boitier métallique

isolé. Vo

ir la CEl 60384-1:2008, 4.6.2.3.

d) pour les essais au cours d’une période de temps comprise entre 1 s et 2 s, la tension du
Tableau 10 doit étre augmentée comme indiqué a la Figure 6.

On attire I'attention sur le fait que la répétition de I'essai de tension de tenue par l'utilisateur
peut endommager le condensateur. Si l'utilisateur répéte l'essai de tension de tenue, il
convient que la tension appliquée ne dépasse pas 66 % de la tension d'essai spécifiée dans
le Tableau 10.
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Tableau 10 — Tension de tenue

Classe | Gamme de tensions Essai A Essai B ou Essai C
assignées

X1 <1000V 4.3 Ug (c0) ° 2 Ug + 1500V (c.a.) avec

X2 - ’ R A un minimum de 2 000 V (c.a.) ®

Y1 <500 V 4000V (c.a.) 4 000V (c.a.)

V2 2150 V Ug + 1200V (c.a.) avec un 2 Ug + 1500V (c.a.) avec
<500 V minimum de 1500 V (c.a.) °| un minimum de 2 000 V (c.a.)®

Y4 <150 V 900 V (c.a.)” 900 V (c.a.)”

Pour les condensateurs connectés en étoile ou en T conformément aux Figures 5b et-5c,
tension d'essai entre bornes et boitier doit étre la tension d'essai appropriée, .pour g
condensateurs Y.

(2]

Pour les essais lot par lot des condensateurs des classes Y2 et Y4, la tension-altéernative d'essh
peut étre remplacée par une tension continue de 1,5 fois la tension alternative.spécifiée.

Dans cet essai en tension continue Uy est la valeur de la tension assignéeyen courant alternatif

4.21.4 Exigences

Aucun |claquage ni contournement électrique permanént ne doit étre constaté penflant la
périodd d’essai.

NOTE Illa présence de claquages auto-cicatrisants pgndant [|'application des tensions d'essai [sur les
condensateurs a films métalliques est autorisée.

4.2.2 Capacité

Voir la CEI 60384-1:2008, 4.7, avec les, détails suivants.

4.2.2.1 Conditions de mesure

La capacité mesurée doit étre-la capacité série équivalente.

La fréquence de mesure doit étre de 1 kHz, mais, pour les condensateurs en céramiqye avec
Cn < 100 pF (classe\2) et Cy < 1 000 pF (classe 1) uniquement, la fréquence de mesure doit
étre de|1 MHz.

La température de mesure doit étre conforme a 4.2.1 de la CEl 60384-1:2008.

La tension de mesure ne doit pas depasser la tension assignee. Pour les condensateurs en
céramique, la tension de mesure doit étre de 1,0 V£ 0,2 V.

Puisque la capacité nominale des condensateurs en céramique, telle que mesurée ci-dessus,
est la capacité pour signaux faibles, le fabricant doit fournir les informations suivantes pour
les condensateurs en céramique:

a) le courant maximal 50/60 Hz attendu traversant le condensateur a la tension assignée en
tenant compte de la tolérance de la capacité et de la caractéristique (ou du coefficient) de
température de la capacité;

b) la capacité minimale attendue en tenant compte de la tolérance de la capacité et de la
caractéristique (ou du coefficient) de température de la capacité.

4.2.2.2 Exigences

La capacité doit se situer dans la tolérance spécifiée.
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4.2.3 Tangente de I'angle de perte

Cet essai est normalement exigé pour les condensateurs métallisés et en céramique
uniquement.

Voir la CEI 60384-1:2008, 4.8, avec les détails suivants:

La fréquence de mesure doit étre de 10 kHz pour Cy < 1 uF et de 1 kHz pour Cy > 1 uF. Pour
les condensateurs en céramique, la fréquence de mesure doit étre de 1 kHz, mais pour les
condensateurs avec Cy < 100 pF (classe 2) et Cy < 1 000 pF (classe 1), la fréquence de
mesure doit étre de 1 MHz.

4.2.4
La RSH

100 kH
1 kHz ¢

ou

Ry est
Cy est
4.2.5

Voir la

Dans |
lorsque
peut s¢

4.2.51

Lorsqu
mesure
étre ap

approp
donnée

4.2.5.2

La rési

Résistance (résistance série équivalente (RSE)) (pour des unités RC seul
doit étre mesurée dans un circuit équivalent série a la fréquence suivante;

z pour Ry x Cy < 50 ps;
our Ry x Cy = 50 ps.

a résistance nominale en ohms, et

a capacité nominale en farads.
Résistance d’isolement

CEl 60384-1:2008, 4.5, avec les détails suivants.

bs essais de conformité de la qualité>lot par lot, la mesure peut étre inter
la valeur de la résistance d'isolemeént dépasse les limites du Tableau 11 ou
produire avant 60 s.

Correction de la température

b cela est spécifié dans' la spécification particuliére, la température a laqu
est réalisée doit étre notée. Si cette température differe de 20 °C, une correct
portée a la valeursmesurée en multipliant cette valeur par le facteur de co
[ié spécifié dans la’spécification intermédiaire pour le diélectrique concerné, ou
dans la spégification particuliére.

Exigences

stance’ d'isolement doit dépasser les valeurs du Tableau 11 ou 12 selon le cas.

ement)

ompue

12. Elle

elle la
on doit
rection
elle est

Tableau 11 — Résistance d'isolement — Essais de sécurité uniquement

Essai A Essai B ou essai C
Quand Cy > 0,33 uF Quand C\ < 0,33 uF R en MQ
RCyens R en MQ
2000 " 6 000 6 000

Pour les condensateurs avec diélectrique en papier imbibé d'ester, les
valeurs du tableau doivent étre remplacées respectivement par les
valeurs 500, 1 500 et 2 000.
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Tableau 12 — Résistance d'isolement — Essais de sécurité et de performances

Essai A Essai B ou essai C
Diélectrique Quand Cy > 0,33 uF Quand Cy < 0,33 puF R en MQ
RCyens R en MQ
Papier =P 2000 6 000 6 000
Plastique 5000 15 000 30 000
Céramique - 6 000 3 000
REMARQUES

. Dans les tableaux 11 et 12, Cp est la capacité nominale et R est |a résistance d'isolement mesurée.

. Des

limites plus sévéres et liees au diélectrique peuvent étre données dans la spécification particul

les gssais de performances seulement, si possible en se référant a la publication CEIl appropriées

ere pour

e Pour des condensateurs ayant une borne connectée au boitier, il convient d'utiliser les limites de la r¢sistance
d'isojement pour l'essai A.

e Pourldes condensateurs avec une résistance de décharge, il convient d'effectuer la mesure avec la r¢sistance
de décharge débranchée. Si la résistance ne peut pas étre débranchée sans détruire le conden

con
réali

ent d'omettre I'essai dans le Groupe A; et, pour les essais périodiques et d*hoemologation, il co
Eer I'essai sur la moitié des spécimens dans I'échantillon; il convient que~{"¢chantillon soit con

condensateurs réalisés spécialement sans résistance de décharge.

Fateur, il
hvient de
|stitué de

a

> Pour

remp

Egalgment pour diélectriques en plastique et papier mélangés.

les condensateurs avec diélectrique en papier imbibé d'ester) les valeurs du tableau doi
acées respectivement par les valeurs 500, 1 500 et 2 000.

ent étre

4.3
Voir la
La mé

Robustesse des sorties

CE| 60384-1:2008, 4.13, avec les détails suivants.

thode d’essai et le degré de.'sévérité a utiliser doivent étre spécifiés d

spécifigation particuliere.

ans la

L'essailpour des contacts a enclenchement doit étre spécifié dans la spécification partiguliére;
les méthodes d'essai et la sévérité doivent étre conformes aux parties applicableg de la
CEI 61210.

4.4 Résistance a la_¢chaleur de brasage

Cet espai ne s'applique pas aux condensateurs avec des conducteurs isolés de Igngueur
supéridure a 40.mm, ou aux condensateurs avec des bornes non destinées a étre hrasées
(par exempte des bornes a vis et des bornes rapides).

LOI"SQU., te plU’bUlld;t;UllllclllUllt esteffectuétes mesuresinitialesdoiventétreréatisée aprés

le préconditionnement.

Lorsque, pour des condensateurs fixes a diélectrique en céramique de classe 2, une mesure
précise de dérive de capacité est exigée, il convient d'effectuer un préconditionnement selon

les con

Voir la

4.41

seils du fabricant (voir Annexe G).
CEI 60384-1:2008, 4.14, avec les détails suivants.

Conditions d’essai

Il ne doit pas y avoir de préséchage.
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Exigences, mesures et inspection finales

Les mesures finales aprés cet essai sont les mesures intermédiaires aprés les essais du
Sous-groupe 1A et avant le reste des essais du Groupe 1. Les condensateurs doivent étre
mesurés et inspectés visuellement et doivent satisfaire aux exigences du Tableau 13.

Tableau 13 — Résistance a la chaleur de brasage — Exigences

Inspection ou mesure Méthode d'inspection Exigences
ou de mesure
Examen visuel 4.1 Aucun dommage visible
Capacité 42 2 | a différence entre |a capacité mesurée finalement et
dans le Groupe 0 du Tapleau 3 ou du Tableay 4 ne
doit pas dépasser 5 %
Résistange 4.2.4 ‘AR/R‘ <59
(le cas é¢héant)
?  Pour |es condensateurs en céramique, la différence de capacité ne doit pas dépasser 10, %.
4.5 Brasabilité
Cet es$ai ne s'applique pas aux condensateurs avec des borhes non destinées au Hrasage
(telles que les bornes a vis et les contacts a enclenchement);
Voir la [CEI 60384-1:2008, 4.15, avec les détails suivants:
4.5.1 Conditions d’essai
Pas de|vieillissement exigé.
Quand la méthode 2 est utilisée, un fer a\braser de taille A doit étre utilisé.
4.5.2 Exigences
Voir Tableau 7.
4.6 Variations rapides)de température
Lorsque, pour des«condensateurs fixes a diélectrique en céramique de classe 2, une mesure
précisel de dérivésde capacité est exigée, il convient d'effectuer un préconditionnement selon
les congeils duabricant (voir Annexe G).
Lorsque-le préconditionnement est effectué, les mesures initiales doivent étre réalisée$ aprés
le précomditiommeTeTnt:
Voir la CElI 60384-1:2008, 4.16, avec les détails suivants.

Nombre de cycles: 5.

Durée d'exposition aux limites de température: 30 min.

4.6.1

Inspection finale

Les condensateurs doivent étre examinés visuellement; il ne doit pas y avoir de dommage

visible.
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4.7 Vibrations

Voir la CEl 60384-1:2008, 4.17, avec les détails suivants.

4.71

Conditions d’essai

Le degré de sévérité suivant de I'essai Fc s’applique: un déplacement de 0,75 mm ou une
valeur de 100 m/s2, selon I'amplitude la plus faible des deux, sur une des plages de
fréquences suivantes: 10 Hz a 55 Hz, 10 Hz a 500 Hz, 10 Hz a 2 000 Hz. La durée totale doit

étre de

6 h.

La spécification particuliére doit spécifier la gamme de fréquences et doit également spécifier

la méth
montés|
étre 6 11

4.7.2

Les co
visible.

ode de montage a utiliser. Pour les condensateurs a sorties axiales destineg a étre
par leurs connecteurs de sortie, la distance entre le corps et le point de montgge doit

nm = 1 mm.

Inspection finale

hdensateurs doivent étre examinés visuellement; il ne doit pas”y avoir de do

4.8 $ecousses

La spé
Voir la

4.8.1

Les sé

ification particuliére doit indiquer si 'essai de choes ou de secousses s’appliqué.

CEl 60384-1:2008, 4.18, avec les détails suivants.

Conditions d’essai

érités suivantes sont les sévérités preférentielles.

Nombrg¢ total de secousses: 1 000 ou 4 000

mmage

Accéléfation: 400 m/s2

Durée gles impulsions: 6 ms

La méthode de montage. et la sévérité doivent étre spécifiées dans la spécification
particuliere.

4.8.2 Exigences, mesures et inspection finales

Les mesures finales aprés cet essai sont les mesures intermédiaires aprés les essais du
Sous-gfroupe~1B et avant le reste des essais du Groupe 1.

Les cohdensateurs—doivent-éire—mesurés—etinspestés—visuelementetdeiventsatisfaire aux

exigences suivantes:

e Aucun dommage visible ne doit étre constaté.

e La variation de capacité par rapport a la valeur mesurée dans le Groupe 0 du Tableau 4
ne doit pas dépasser 5 % sauf pour les condensateurs en céramique pour lesquels elle ne
doit pas dépasser 10 %.

e La valeur de tan 6 ne doit pas dépasser la limite spécifiée par la spécification particuliere.

e La variation de résistance (le cas échéant) ne doit pas dépasser la limite du Tableau 14.

Lorsque le préconditionnement est effectué, les mesures initiales pour référence doivent étre
réalisées aprés le préconditionnement.
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49 Chocs
La spécification particuliére doit indiquer si I'essai de chocs ou de secousses s’applique.

Voir la CEl 60384-1:2008, 4.19, avec les détails suivants.

4.9.1 Conditions d’essai

Les sévérités préférentielles sont les suivantes.

Forme des impulsions: demi-sinusoidale

Accélération de créte Durée correspondante
de I'impulsion
m/s? ms
500 11
1000 6

La méthode de montage, la sévérité et le nombre de chocs le long de'‘chaque axe doivent étre
spécifigs dans la spécification particuliére.

4.9.2 Exigences, mesures et inspection finales

Les megsures finales aprés cet essai sont les mesuressintermédiaires aprés les essais du
Sous-gfoupe 1B et avant le reste des essais du Groupe -

Les cohdensateurs doivent étre mesurés et inspectés visuellement et doivent satisfajire aux
exigenges suivantes.
e Audun dommage visible ne doit étre constaté.

e La variation de capacité par rapport™a la valeur mesurée dans le Groupe 0 du Tableau 4
ne ¢oit pas dépasser 5 % sauf pour les condensateurs en céramique pour lesquels|elle ne
doifl pas dépasser 10 %.

e La yaleur de tan 6 ne doit pas dépasser la limite spécifiée par la spécification particpliere.

e La yariation de résistance (le cas échéant) ne doit pas dépasser la limite spécifiée dans le
Tableau 14.

Lorsque le préconditionnement est effectué, les mesures initiales pour référence doivent étre
réalisé¢s aprésle préconditionnement.

4.10 tanchéité des boitiers

Cet essai s'applique uniquement si la spécification particuliére le spécifie.
Voir la CEl 60384-1:2008, 4.20, avec les détails suivants.

4.10.1 Conditions d’essai

Les condensateurs doivent étre soumis a l'essai Qc ou a l'essai Qd de la CElI 60068-2-17,
selon le cas. Sauf indication contraire dans la spécification particuliére, la méthode 1 doit étre
utilisée lorsque I'essai Qc est utilisé.

4.10.2 Exigences

Pendant ou aprés I'essai, selon le cas, on ne doit pas constater de fuite.


https://iecnorm.com/api/?name=56cab99b1f67e4a21cda74720e85de85
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